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ご注意 
 

１．このソフトウェアの著作権は、Ｄｅｂｕｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ社にあります。 

２．このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全てを無断で使用、複製することはできません。 

３．ソフトウェアは、コンピュータ１台につき１セット購入が原則となっております。 

４．このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用可能です。 

５．このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任をおいかねますので

ご了承下さい。 
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 第１章 ＢＳＤＬ使概要

 

１．ＢＳＤＬ概要 

 
ＢＳＤＬ（Ｂｏｕｄａｒｙ Ｓｃａｎ Ｄｅｓｃｒｉｂｅｄ Ｌａｎｇｕａｇｅ）はデバイス内のバウンダリスキャン回路の特性を表現したテキス

トファイルで、ＶＨＤＬ（ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１０７６－１９９３）のサブセットとしてＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ｂ－１９９４（ＩＥＥＥ Ｓｔａｎ

ｄａｒｄ Ｔｅｓｔ Ａｃｃｅｓｓ Ｐｏｒｔ ａｎｄ Ｂｏｕｎｄａｒｙ－Ｓｃａｎ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ） に規定されています。 

 

ＢＳＤＬは最初、１９９０年にドラフトバージョンとして最初の提案がなされました。その後、いくつかの変更がなされ、１９

９４年にＳｔｄ．１１４９．１ｂとして承認されました。 
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２．ＢＳＤＬで使用される単語について 

 

２．１ キャラクタセット 
 

ＢＳＤＬでの単語表記は大文字と小文字の認識はおこないません。又使用できる文字は以下のとおりです。 

 

１）大文字、小文字 ：Ａ，Ｂ，Ｃ・・・Ｚ ， ａ，ｂ，ｃ・・・ｚ 

２）数字  ：０－９ 

３）特殊文字 ： “ ＆ ‘ （ ） ＊ ， － ． ： ； ＜ ＝ ＞ ＿  その他の特殊文字はコメントとしては使

用可能です。 
４）区切り文字 ：空白文字（スペース） Ｔａｂ文字  改行 ラインフィード フォームフィード 
 
 
２．２ 単語 
 

ＢＳＤＬで使用される単語は、１文字または複数のアルファベット文字、数字或いはアンダースコア（＿）から構成されま

す。又、単語の文字数の上限はありません。以下の文字は有効な単語とみなされます。 

 

 ＢＳＤＬ    -- 有効な単語 

 ＩＥＥＥ＿ＳＴＤ＿１１４９＿１  -- 有効な単語 

 

アンダースコア（＿）はＶＨＤＬの規定により、最後の文字には使用できません。以下の文字は不正な単語と認識されま

す。 

 
 ＩＥＥＥ＿ＳＴＤ＿１１４９＿  -- 不正な単語 

 
 
２．３ ＢＳＤＬ予約語 
 
以下に示す単語はＢＳＤＬの予約語となっており、ユーザーが使用する識別子としては使用できません。但しコメント内

で使用することは可能です。 
 

＂ＢＣ＿０＂ ＂ＢＣ＿１＂ ＂ＢＣ＿２＂ 
＂ＢＣ＿３＂ ＂ＢＣ＿４＂ ＂ＢＣ＿５＂ 
＂ＢＣ＿６＂ ＂ＢＣ＿７＂ ＂ＢＣ＿８＂ 
＂ＢＣ＿９＂ ＂ＢＣ＿１０＂ ＂ＢＣ＿１１＂ 
＂ＢＣ＿１２＂ ＂ＢＣ＿１３＂ ＂ＢＣ＿１４＂ 
＂ＢＣ＿１５＂ ＂ＢＣ＿１６＂ ＂ＢＣ＿１７＂ 
＂ＢＣ＿１８＂ ＂ＢＣ＿１９＂ ＂ＢＣ＿２０＂ 
＂ＢＣ＿２１＂ ＂ＢＣ＿２２＂ ＂ＢＣ＿２３＂ 
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＂ＢＣ＿２４＂ ＂ＢＣ＿２５＂ ＂ＢＣ＿２６＂ 
＂ＢＣ＿２７＂ ＂ＢＣ＿２８＂ ＂ＢＣ＿２９＂ 
＂ＢＣ＿３０＂ ＂ＢＣ＿３１＂ ＂ＢＣ＿３２＂ 
＂ＢＣ＿３３＂ ＂ＢＣ＿３４＂ ＂ＢＣ＿３５＂ 
＂ＢＣ＿３６＂ ＂ＢＣ＿３７＂ ＂ＢＣ＿３８＂ 
＂ＢＣ＿３９＂ ＂ＢＣ＿４０＂ ＂ＢＣ＿４１＂ 
＂ＢＣ＿４２＂ ＂ＢＣ＿４３＂ ＂ＢＣ＿４４＂ 
＂ＢＣ＿４５＂ ＂ＢＣ＿４６＂ ＂ＢＣ＿４７＂ 
＂ＢＣ＿４８＂ ＂ＢＣ＿４９＂ ＂ＢＣ＿５０＂ 
＂ＢＣ＿５１＂ ＂ＢＣ＿５２＂ ＂ＢＣ＿５３＂ 
＂ＢＣ＿５４＂ ＂ＢＣ＿５５＂ ＂ＢＣ＿５６＂ 
＂ＢＣ＿５７＂ ＂ＢＣ＿５８＂ ＂ＢＣ＿５９＂ 
＂ＢＣ＿６０＂ ＂ＢＣ＿６１＂ ＂ＢＣ＿６２＂ 
＂ＢＣ＿６３＂ ＂ＢＣ＿６４＂ ＂ＢＣ＿６５＂ 
＂ＢＣ＿６６＂ ＂ＢＣ＿６７＂ ＂ＢＣ＿６８＂ 
＂ＢＣ＿６９＂ ＂ＢＣ＿７０＂ ＂ＢＣ＿７１＂ 
＂ＢＣ＿７２＂ ＂ＢＣ＿７３＂ ＂ＢＣ＿７４＂ 
＂ＢＣ＿７５＂ ＂ＢＣ＿７６＂ ＂ＢＣ＿７７＂ 
＂ＢＣ＿７８＂ ＂ＢＣ＿７９＂ ＂ＢＣ＿８０＂ 
＂ＢＣ＿８１＂ ＂ＢＣ＿８２＂ ＂ＢＣ＿８３＂ 
＂ＢＣ＿８４＂ ＂ＢＣ＿８５＂ ＂ＢＣ＿８６＂ 
＂ＢＣ＿８７＂ ＂ＢＣ＿８８＂ ＂ＢＣ＿８９＂ 
＂ＢＣ＿９０＂ ＂ＢＣ＿９１＂ ＂ＢＣ＿９２＂ 
＂ＢＣ＿９３＂ ＂ＢＣ＿９４＂ ＂ＢＣ＿９５＂ 
＂ＢＣ＿９６＂ ＂ＢＣ＿９７＂ ＂ＢＣ＿９８＂ 
＂ＢＣ＿９９＂ 
＂ＡＴ＿ＰＩＮＳ＂ ＂ＢＩＤＩＲ＂ ＂ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ＂ 
＂ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ＂ ＂ＢＯＲＴＨ＂ ＂ＢＯＵＮＤＡＲＹ＂ 
＂ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＬＥＮＧＴＨ＂ ＂ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ＂＂ＢＳＣＡＮ＿ＩＮＳＴ＂ 
＂ＢＳＤＬ＿ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ＂ ＂ＢＹＰＡＳＳ＂ ＂ＣＡＰ＂ 
＂ＣＡＰ＿ＤＡＴＡ＂ ＂ＣＡＰＵＴＵＲＥＳ＂ ＂ＣＥＬＬ＿ＤＡＴＡ＂ 
＂ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ＂ ＂ＣＥＬＬ＿ＴＹＰＥ＂ ＂ＣＬＡＭＰ＂ 
＂ＣＬＯＣＫ＂ ＂ＣＬＯＣＫ＿ＩＮＦＯ＂ ＂ＣＬＯＣＫ＿ＬＥＶＥＬ＂ 
＂ＣＯＭＰＬＩＡＮＣＥ＿ＰＡＴＴＥＲＮ＂ ＂ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ＿ＣＯＮＦＯＲＭＡＮＣＥ＂ 
＂ＣＯＮＴＲＯＬ＂ ＂ＣＯＮＴＲＯＬＲ＂ ＂ＤＥＳＩＧＮ＿ＷＡＲＮＩＮＧ＂ 
＂ＤＥＶＩＣＥ＿ＩＤ＂ ＂ＤＩＦＦＥＲＥＮＴＩＡＬ＿ＣＵＲＲＥＮＴ＂ 
＂ＤＩＦＦＥＲＥＮＴＩＡＬ＿ＶＯＬＴＡＧＥ＂＂ＥＸＰＥＣＴ＿ＤＡＴＡ＂ 
＂ＥＸＴＥＳＴ＂ ＂ＨＩＧＨＺ＂ ＂ＩＤ＿ＢＩＴＳ＂ 
＂ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ＂ ＂ＩＤ＿ＣＯＤＥ＂ ＂ＩＤ＿ＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ＂ 
＂ＩＮＰＵＴ＂ ＂ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＣＡＰＴＵＲＥ＂ 
＂ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＬＥＮＧＴＨ＂ ＂ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＯＰＣＯＤＥ＂ 
＂ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＰＲＩＶＡＴＥ＂ ＂ＩＮＴＥＲＮＡＬ＂ ＂ＩＮＴＥＳＴ＂ 
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＂ＩＮＴＥＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ＂ ＂ＫＥＥＰＥＲ＂ ＂ＬＯＷ＂ 

＂ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ＂ ＂ＯＢＳＥＲＶＩＮＧ＂ ＂ＯＮＥ＂ 

＂ＯＵＴＰＵＴ２＂ ＂ＯＵＴＰＵＴ３＂ ＰＨＹＳＩＣＡＬ＿ＰＩＮ＿ＭＡＰ＂ 
＂ＰＩ＂ ＂ＰＩＮ＿ＭＡＰ＂ ＂ＰＩＮ＿ＭＡＰ＿ＳＴＲＩＮＧ＂ 
＂ＰＯ＂ ＂ＰＯＲＴ＿ＧＲＯＵＰＩＮＧ＂ ＂ＰＵＬＬ０＂ 
＂ＰＵＬＬ１＂ ＂ＲＥＧＩＳＴＥＲ＿ＡＣＣＥＳＳ＂ ＂ＲＵＮＢＩＳＴ＂ 
＂ＲＵＮＢＩＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ＂ ＂ＳＡＭＰＬＥ＂ ＂ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０＂ 
＂ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９３＂ ＂ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４＂ ＂ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＣＬＯＣＫ＂ 
＂ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＩＮ＂ ＂ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＭＯＤＥ＂ ＂ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＯＵＴ＂ 
＂ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＲＥＳＥＴ＂ ＂ＵＰＤ＂  ＂ＵＳＥＲＣＯＤＥ＂ 
＂ＵＳＥＲＣＯＤＥ＿ＲＥＩＳＴＥＲ＂ ＂ＷＡＩＴ＿ＤＵＲＡＴＩＯＮ＂ ＂ＷＥＡＫ０＂ 
＂ＷＥＡＫ１＂ ＂Ｘ＂ ＂Ｚ＂ 

＂ＺＥＲＯ＂ 
 
 

２．４ ＶＨＬＤ予約語 
 
以下に示す単語はＶＨＤＬの予約語となっており、ＢＳＤＬの中でユーザーが使用する識別子としては使用できません。

但しコメント内で使用することは可能です。 
 

＂ＺＥＲＯ＂ ＂ＡＢＳ＂ ＂ＡＣＣＥＳＳ＂ 
＂ＡＦＴＥＲ＂ ＂ＡＬＩＡＳ＂ ＂ａｌｌ＂ 
＂ＡＮＤ＂ ＂ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ＂ ＂ａｒｒａｙ＂ 
＂ＡＳＳＥＲＴ＂ ＂ａｔｔｒｉｂｕｔｅ＂ ＂ＢＥＧＩＮ＂ 
＂ｂｉｔ＂ ＂ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ＂ ＂ＢＬＯＣＫ＂ 
＂ｂｏｄｙ＂ ＂ｂｕｆｆｅｒ＂ ＂ＢＵＳ＂ 
＂ＣＡＳＥ＂ ＂ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ＂ ＂ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ＂ 
＂ｃｏｎｓｔａｎｔ＂ ＂ＤＩＳＣＯＮＮＥＣＴ＂ ＂ｄｏｗｎｔｏ＂ 
＂ＥＬＳＥ＂ ＂ＥＬＳＥＩＦ＂ ＂ｅｎｄ＂ 
＂ｅｎｔｉｔｙ＂ ＂ＥＸＩＴ＂ ＂ＦＡＬＳＥ＂ 
＂ＦＩＬＥ＂ ＂ＦＯＲ＂ ＂ＦＵＮＣＴＩＯＮ＂ 
＂ＧＥＮＥＲＡＴＥ＂ ＂ｇｅｎｅｒｉｃ＂ ＂ＧＵＡＲＤＥＤ＂ 
＂ＩＦ＂ ＂ＩＭＰＵＲＥ＂ ＂ｉｎ＂ 
＂ＩＮＥＲＴＩＡＬ＂ ＂ｉｎｏｕｔ＂ ＂ｉｓ＂ 
＂ＬＡＢＥＬ＂ ＂ＬＩＢＲＡＲＹ＂ ＂ｌｉｎｋａｇｅ＂ 
＂ＬＩＴＥＲＡＬ＂ ＂ＬＯＯＰ＂ ＂ＭＡＰ＂ 
＂ＭＯＤ＂ ＂ＮＡＮＤ＂ ＂ＮＥＷ＂ 
＂ＮＥＸＴ＂ ＂ＮＯＲ＂ ＂ＮＯＴ＂ 
＂ＮＵＬＬ＂ ＂ｏｆ＂ ＂ＯＮ＂ 
＂ＯＰＥＮ＂ ＂ＯＲ＂ ＂ＯＴＨＥＲＳ＂ 
＂ｏｕｔ＂ ＂ｐａｃｋａｇｅ＂ ＂ｐｏｒｔ＂ 
＂ｐｏｓｉｔｉｖｅ＂ ＂ＰＯＳＴＰＯＮＥＤ＂ ＂ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ＂ 
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＂ＰＲＯＣＥＳＳ＂ ＂ＰＵＲＥ＂ ＂ｒａｎｇｅ＂ 
＂ｒｅｃｏｒｄ＂ ＂ＲＥＧＩＳＴＥＲ＂ ＂ＲＥＪＥＣＴ＂ 
＂ＲＥＭ＂ ＂ＲＥＰＯＲＴ＂ ＂ＲＥＴＵＲＮ＂ 
＂ＲＯＬ＂ ＂ＲＯＲ＂ ＂ＳＥＬＥＣＴ＂ 
＂ＳＥＶＥＲＩＴＹ＂ ＂ＳＨＡＲＥＤ＂ ＂ｓｉｇｎａｌ＂ 
＂ＳＬＡ＂ ＂ＳＬＬ＂ ＂ＳＲＡ＂ 
＂ＳＲＬ＂ ＂ｓｔｒｉｎｇ＂ ＂ｓｕｂｔｙｐｅ＂ 
＂ＴＨＥＮ＂ ＂ｔｏ＂ ＂ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ＂ 
＂ｔｒｕｅ＂ ＂ｔｙｐｅ＂ ＂ＵＮＡＦＦＥＣＴＥＤ＂ 
＂ＵＮＩＴＳ＂ ＂ＵＮＴＩＬ＂ ＂ｕｓｅ＂ 
＂ＶＡＲＩＡＢＬＥ＂ ＂ＷＡＩＴ＂ ＂ＷＨＥＮ＂ 
＂ＷＨＩＬＥ＂ ＂ＷＩＴＨ＂ ＂ＸＮＯＲ＂ 
＂ＸＯＲ＂ 

 

 

２．５ 文字列 
 

ＢＳＤＬ内の文字列はダブルクォーテションマーク（ ” ）で囲まれていなければなりません。又ダブルクォーテションマー

ク（ ” ）は文字列としては使用できません。 

 

 ＂Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｓｔｒｉｎｇ＂   -- 文字列として認識されます。  

 ＂Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｓｔｒｉｎｇ＂＂＂  -- 不当な文字列となります。 

 

文字列は ＆ マークを使用して連結することが可能です。 

 

 ＂Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｆｉｒｓｔ Ｓｔｒｉｎｇ．＂ ＆ 

 ＂Ｔｈｉｓ ｉｓ ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｅｄ ｐｒｅｖｉｏｕｓ Ｓｔｒｉｎｇ．＂ 

 

この２行の文字列は ＂Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｆｉｒｓｔ Ｓｔｒｉｎｇ．Ｔｈｉｓ ｉｓ ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｅｄ ｐｒｅｖｉｏｕｓ Ｓｔｒｉｎｇ．＂ と同じです。 

 

 

２．６ コメント 
 

２つのハイフン（--）から行の最後までがコメントとしてみなされます。２．１ キャラクタセットで定義されている

特殊文字のほかに、ＶＨＤＬで定義されている特殊文字も使用できます。 
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３．文法定義の表記方法について 

 

３．１ 表記記号について 

 

（１） “＜” ， “＞” で囲まれた単語 ：ＢＳＤＬで使用される文法要素 

（２） “｛” ， “｝” で囲まれた要素 ：０個以上の要素を含みます（要素をふくまない場合もあります）。 

（３） “［” ， “］” で囲まれた要素 ：０又は１個の要素を含みます（要素をふくまない場合もあります）。 

（４） “「” ， “」” で囲まれた要素 ：順序にかかわらず表記可能です。 

（５） “｜”    ：前後の要素は二者択一で使用されます。 

（６） “：：＝”   ：前の要素は後ろの要素で定義されます。 

 

 

３．２ 最小構成要素 
 

（１） ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｉｅｒ＞ ：“２．２ 単語” で定義される有効な識別子 

（２） ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ ：符号無し数字から構成されるＶＨＤＬ integer 

（３） ＜ｒｅａｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ ：＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞．＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 又は ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞．＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞Ｅ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ で表

記されるＶＨＤＬ ｒｅａｌ ｎｕｍｂｅｒ。全ての文字列に空白文字を含んではいけません。 

（４） ＜ｐａｔｔｅｒｎ＞ ：１つ以上の ０，１，Ｘ の文字から構成されるステートパターンを示す表記です。全

ての文字列に空白文字を含んではいけません。０は“Ｌｏｗ Ｓｔａｔｅ”を、１は“Ｈｉｇｈ 

Ｓｔａｔｅを、Ｘは”Ｄｏｎ‘ｔ Ｃａｒｅ“を示します。 

（５） ＜３２－ｂｉｔ ｐａｔｔｅｒｎ＞ ：３２ｂｉｔ ＜ｐａｔｔｅｒｎ＞ 文です。 

 

 

３．３ 共通要素 
 

（１） ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ 

ｐｏｒｔ ＩＤ は外部信号とインターフェスを行う信号の名称を定義します。＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞は以下の構文で定義されます。 

 

 ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞：：＝＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞｜＜ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｅｄ ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞ 

 ＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞：：＝＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｉｅｒ＞ 

 ＜ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｅｄ ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞：：＝＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｉｅｒ＞（ ＜ｓｕｂｓｃｒｉｐｔ＞ ） 

 ＜ｓｕｂｓｃｒｉｐｔ＞：：＝＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 

 

（２）＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞ 

ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ はこのスタンダードで定義されたインストラクション名又はデバイスメーカーによってつけられたイ

ンストラクションを示します。 

 

 ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞：：＝ ＢＹＰＡＳＳ｜ＣＬＡＭＰ｜ＥＸＴＥＳＴ｜ＨＩＧＨＺ｜ＩＤＣＯＤＥ｜ＩＮＴＥＳＴ 

    ＲＵＮＢＩＳＴ｜ＳＡＭＰＬＥ｜ＵＳＥＲＣＯＤＥ｜＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ 
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４．文法定義 

 

４．１ ＢＳＤＬの構造について 
 

ＢＳＤＬの構造は以下のような構造をとらなければなりません。 
 

＜ＢＳＤＬ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ：：＝ 
ｅｎｔｉｔｙ ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ｉｓ 

    ＜ｇｅｎｅｒｉｃ ｐａｒａｍｅｔｅｒ＞    
    ＜ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ 
    ＜ｓｔａｎｄａｒｄ ｕｓｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ 
    ｛＜ｕｓｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞｝ 
    ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ 
    ＜ｄｅｖｉｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇｓ＞ 
    ［＜ｇｒｏｕｐｅｄ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃｅａｔｉｏｎ＞］ 
    ＜ｓｃａｎ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＞ 
    ［＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｅｎａｂｌｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞］ 
    ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ 
    ［＜ｏｐｔｉｏｎａｌ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞］ 
    ［＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ａｃｃｅｓｓ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞］ 
    ＜ｂｏｕｎｄａｒｙ－ｓｃａｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ 
    ［＜ｒｕｎｂｉｓｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞］ 
    ［＜ｉｎｔｅｓｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞］ 
    ｛＜ＢＳＤＬ ｅｘｔｅｎｔｉｏｎｓ＞｝ 
    ［＜ｄｅｓｉｇｎ ｗａｒｎｉｎｇ＞］  
 ｅｎｄ ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞； 
 
※ＢＳＤＬ表記においては、その要素順序は上記の構造であらわされる順序をまもらなければなりません。 

 

 

☆注意点 

 

（１） ｅｎｔｉｔｙ 文を構成する各属性内の全ての ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ はｅｎｔｉｔｙ文の ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ と一致しな

ければなりません。 
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４．２ Ｇｅｎｅｒｉｃ ｐａｒａｍｅｔｅｒ文 
 

ｇｅｎｅｒｉｃ ｐａｒａｍｅｔｅｒ 文は複数コンポーネント表記を行う（複数の物理ポートが定義される）場合、論理ポートに物理

ポート名を割りつけます。 
 

＜ｇｅｎｅｒｉｃ ｐａｒａｍｅｔｅｒ＞ ：：＝ ｇｅｎｅｒｉｃ （ ＰＨＹＳＩＣＡＬ＿ＰＩＮ＿ＭＡＰ ： ｓｔｒｉｎｇ ）； 

｜ ｇｅｎｅｒｉｃ （ ＰＨＹＳＩＣＡＬ＿ＰＩＮ＿ＭＡＰ ： ｓｔｒｉｎｇ 

：＝ ＜ｄｅｆａｕｌｔ ｄｅｖｉｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｔｙｐｅ＞ ）； 
 

＜ｄｅｆａｕｌｔ ｄｅｖｉｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｔｙｐｅ＞ ：：＝ ＂ ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ ＂ 
 
＜ｄｅｆａｕｌｔ ｄｅｖｉｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｔｙｐｅ＞は “４．７ Ｄｅｉｖｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇｓ” で記述される ＜ｐｉｎ ｍａ

ｐｐｉｎｇ ｎａｍｅ＞ で定義されます。 

 

 

☆例： 

 

 ｇｅｎｅｒｉｃ （ ＰＨＹＳＩＣＡＬ＿ＰＩＮ＿ＭＡＰ ： ｓｔｒｉｎｇ ）； 

 

又は 

 

 ｇｅｎｅｒｉｃ （ ＰＨＹＳＩＣＡＬ＿ＰＩＮ＿ＭＡＰ ： ｓｔｒｉｎｇ ：＝ ＂ＪＴ＿ＰＡＣＫＡＧＥ＂ ）； 

 

 

☆注意点 

 

（１） ＜ｄｅｆａｕｌｔ ｄｅｖｉｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｔｙｐｅ＞ は “４．７ Ｄｅｉｖｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇｓ” で記述される ＜ｐｉ

ｎ ｍａｐｐｉｎｇ ｎａｍｅ＞ で一意に定義されていなければなりません。 

 

 

 

４．３ Ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ文 
 

ＢＳＤＬのポート定義がＶＨＤＬのポート定義とほぼ同じです。ポート定義はデバイスの物理的なピンに対して、分かりや

すい名前をつけるために用いられます。ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ではデジタル信号でないピン（電源、ＧＮＤ，ノンコネクト、

アナログ信号等）は ＢＳＤＬの中で ＜ｐｉｎ ｔｙｐｅ＞を ｌｉｎｋａｇｅ の属性で定義することを強く推奨しています。 

 
＜ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ：：＝ ｐｏｒｔ（ ＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ ｛ ； ＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ ｝ ）； 
＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＜ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ ｌｉｓｔ＞ ： ＜ｐｉｎ ｔｙｐｅ＞ ＜ｐｏｒｔ ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ＞ 
＜ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞ ｛ ，＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞｝ 
＜ｐｉｎ ｔｙｐｅ＞ ：：＝ ｉｎ ｜ ｏｕｔ ｜ ｂｕｆｆｅｒ ｜ ｉｎｏｕｔ ｜ ｌｉｎｋａｇｅ 
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＜ｐｏｒｔ ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ＞ ：：＝ ｂｉｔ ｜ ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ（ ＜ｒａｎｇｅ＞ ） 
＜ｒａｎｇｅ＞ ：：＝ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＿１＞ ｔｏ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＿２＞ 

｜ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＿２＞ ｄｏｗｎｔｏ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＿１＞ 
＜ｉｎｔｅｇｅｒ＿１＞  ：：＝ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 
＜ｉｎｔｅｇｅｒ＿２＞  ：：＝ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 

 

 

＜ｐｉｎ ｔｙｐｅ＞ の 定義 

 

 ｉｎ ：入力ピン 

 ｏｕｔ ：出力ピン 

 ｂｕｆｆｅｒ ：２ステート出力ピン 

 ｉｎｏｕｔ ：双方向ピン 

 ｌｉｎｋａｇｅ ：そのほかのピンタイプ（電源、ＧＮＤ，アナログ、ノンコネクト信号等） 

 

＜ｐｏｒｔ ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ＞ はポートの信号数を示しています。＜ｐｏｒｔ ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ＞が ｂｉｔ ならばその信号は１ｂｉｔ の

信号を示しており、ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ であれば複数の信号（バス）を示しています。 

 

※ 最後の＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞定義の後には セミコロン（；） がつかないことに注意して下さい。 

 

 

☆例： 

 

ｐｏｒｔ （ ＯＥ＿ＮＥＧ１： ｉｎ ｂｉｔ； 

Ｙ１：  ｏｕｔ ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ（１ ｔｏ ４）； 

Ｙ２：  ｏｕｔ ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ（１ ｔｏ ４）； 

Ａ１：  ｉｎ ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ（１ ｔｏ ４）； 

Ａ２：  ｉｎ ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ（１ ｔｏ ４）； 

ＯＥ＿ＮＥＧ２： ｉｎ ｂｉｔ； 

ＧＮＤ， ＶＣＣ： ｌｉｎｋａｇｅ ｂｉｔ； 

ＴＤＯ：  ｏｕｔ ｂｉｔ； 

ＴＤＩ， ＴＭＳ， ＴＣＫ： ｉｎ ｂｉｔ ）； 

 

 

☆注意点 

 

（１） ＜ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ＞ のバス表記を示す ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＿１＞ の値は ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＿２＞の値に等しいか大きな値でな

ければなりません。 

（２） Ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ の ＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞ は同じ名前を複数回定義してはいけません。 
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４．４ Ｓｔａｎｄａｒｄ ｕｓｅ 文 
 

ｓｔａｎｄａｒｄ ｕｓｅ 文は一つの Ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ を識別します。この Ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ 

には ＢＳＤＬ の中から参照する属性、型、定数等を定義します。 

 

 
＜ｓｔａｎｄａｒｄ ｕｓｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ ：：＝ ｕｓｅ ＜ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞．ａｌｌ； 

＜ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ ：：＝ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４ 

｜ ＜ｏｔｈｅｒ ｐａｃｋａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ 
＜ｏｔｈｅｒ ｐａｃｋａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ ：：＝ ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ 

 
現在のＳｔａｎｄａｒｄ Ｐａｃｋａｇｅには ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４ と ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０ があります。 

 

 

☆例： 

 

ｕｓｅ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４．ａｌｌ； 

 

又は 

 

ｕｓｅ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０．ａｌｌ； 

 

 

☆注意点 

 

ｓｔａｎｄａｒｄ ｕｓｅ 文は、ＢＳＤＬが適用するスタンダードのバージョンも示しています。ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０であ

れば ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１－１９９０ に対応し、ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０ であればＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ｂ－１

９９４ に対応しています。 

 

１９９０年バージョンに対応したＢＳＤＬでは、以下の構文をサポートしていません。 

 

＜ｃｏｍｐｏｒｎｅｎｔ ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ 

 ＜ｇｒｏｕｐｅｄ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＞ 

 ＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｅｎａｂｌｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ 

 ＜ｒｕｎｂｉｓｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ 

 ＜ｉｎｔｅｓｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ 

 ＜ＢＳＤＬ ｅｘｔｅｎｓｔｉｏｎ＞ 
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４．５ Ｕｓｅ 文 
 

ｕｓｅ 文は ＢＳＤＬ の中から参照する属性、型、定数等を定義した ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ を指定します。＜ｕｓｅ＞文は

オプションです。 

 

 

＜ｕｓｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ ：：＝ ｕｓｅ ＜ｕｓｅｒ ＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞．ａｌｌ； 
＜ｕｓｅｒ ＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ ：：＝ ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ 

 

＜ｕｓｅｒ ＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞はユーザーが指定する属性、型、定数等の情報を定義したＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇ

ｅ名です。 “．ａｌｌ” のサフィックスはそのｐａｃｋａｇｅの全ての項目が有効であることを意味します。ＶＨＤＬでは“．ａｌｌ” 

以外の指定も可能ですが、ＢＳＤＬでは“．ａｌｌ” のサフィックスのみが使用できます。 

 

☆例： 

 

ｕｓｅ Ｍｙ＿Ｐａｃｋａｇｅ．ａｌｌ；  -- ユーザー指定のＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅです。 

 

 

４．６ Ｃｏｍｐｏｒｎｅｎｔ ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ 文 
 

ｃｏｍｐｏｒｎｅｎｔ ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ 文は対応するデバイスの回路が対応するスタンダードの版数を示します。 

 
＜ｃｏｍｐｏｒｎｅｎｔ ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＣＯＭＰＯＲＮＥＮＴ＿ＣＯＮＦＩＲＭＡＮＣＥ 

ｏｆ ＜ｃｏｍｐｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＜ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
＜ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ ＜ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＞ ＂ 
＜ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＞ ：：＝ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０ ｜ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９３ 

 

＜ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＞が ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０ であれば ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１－１９９０に対

応しており、ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９３ であれば ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ａ－１９９３ に対応しています。 

 

☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＣＯＭＰＯＲＮＥＮＴ＿ＣＯＮＦＩＲＭＡＮＣＥ Ｍｙ＿ＬＳＩ ｉｓ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９３； 

 

☆注意点 

 

１９９０年バージョンに対応したＢＳＤＬでは、ｃｏｍｐｏｒｎｅｎｔ ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ 文をサポートしていません。 
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４．７ Ｄｅｖｉｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｐｉｎｍａｐｐｉｎｇｓ 文 
 

ｄｅｖｉｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇｓ 文はデバイスの論理的な信号名（ピン名）と物理的な信号名（ピン番号）とを結

びつける働きをします。 
 
 

＜ｄｅｖｉｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇｓ＞ ：：＝ ＜ｐｉｎ ｍａｐ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ ＜ｐｉｎ ｍａｐｐｐｉｎｇｓ＞ 
＜ｐｉｎ ｍａｐ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ ｏｆ ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

ＰＨＹＳＩＣＡＬ＿ＰＩＮ＿ＭＡＰ； 
＜ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇｓ＞ ：：＝ ＜ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ＞ ｛ ＜ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ＞ ｝ 
＜ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ＞ ：：＝ ｃｏｎｓｔａｎｔ ＜ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ ｎａｍｅ＞ ： ＰＩＮ＿ＭＡＰ＿ＳＴＲＩＮＧ ：＝ 

＜ｍａｐ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
＜ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ ｎａｍｅ＞ ：：＝ ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ 
＜ｍａｐ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ ＜ｐｏｒｔ ｍａｐ＞ ｛， ＜ｐｏｒｔ ｍａｐ＞ ｝ ＂ 
＜ｐｏｒｔ ｍａｐ＞ ：：＝ ＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞：＜ｐｉｎ ｌｉｓｔ＞ 
＜ｐｉｎ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｐｉｎ ＩＤ＞ ｜ （ ＜ｐｉｎ ＩＤ＞ ｛ ， ＜ｐｉｎ ＩＤ＞ ｝ ） 
＜ｐｉｎ ＩＤ＞ ：：＝ ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ ｜ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 

 
 

☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＰＨＹＳＩＣＡＬ＿ＰＩＮ＿ＭＡＰ； 

 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＪＴ ： ＰＩＮ＿ＭＡＰ＿ＳＴＲＩＮＧ ：＝ ＂ＯＥ＿ＮＥＧ１：１， Ｙ１：（２，３，４，５），＂ ＆ 

＂Ｙ２：（７，８，９，１０）， Ａ１：（２３，２２，２１，２０），＂ ＆ 

＂Ａ２：（１９，１７，１６，１５）， ＯＥ＿ＮＥＧ２：２４， ＧＮＤ：６，＂ ＆ 

＂ＶＣＣ：１８， ＴＤＯ：１１， ＴＤＩ：１４， ＴＭＳ：１２， ＴＣＫ：１３＂； 

 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＤＷ ： ＰＩＮ＿ＭＡＰ＿ＳＴＲＩＮＧ ：＝ ＂ＯＥ＿ＮＥＧ１：１， Ｙ１：（２，３，４，５），＂ ＆ 

＂Ｙ２：（７，８，９，１０）， Ａ１：（２３，２２，２１，２０），＂ ＆ 

＂Ａ２：（１９，１７，１６，１５）， ＯＥ＿ＮＥＧ２：２４， ＧＮＤ：６，＂ ＆ 

＂ＶＣＣ：１８， ＴＤＯ：１１， ＴＤＩ：１４， ＴＭＳ：１２， ＴＣＫ：１３＂； 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ ｏｆ に続く ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ は “４．１ ｇｅｎｅｒｉｃ ｐａｒａｍｅｔｅｒ 文” で定義された ｃｏ

ｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ が使用されます。 

 

ｃｏｎｓｔａｎｔ に続く ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ 宣言文は、デバイスのパッケージ毎のピン配置を定義しています。機能は同じで、

複数のＰＫＧの種別（ＤＩＰ，ＳＯＰ，ＢＧＡ等）がある場合、ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ 文を複数宣言することで、一つのＢＳＤＬで表

記することができます。＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞：＜ｐｉｎ ｌｉｓｔ＞ で信号名をピン番号に結びつけます。＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞はＬｏ

ｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ文で宣言された信号名が使用され、ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ でバス宣言された信号は＜ｐｉｎ ｌｉｓｔ＞で

バスの数だけピン番号が定義されます。 
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☆注意点 

 

（１） ＜ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ＞内の＜ｐｉｎ ＩＤ＞は複数回の定義はできません。 

（２） Ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ文で ＜ｐｉｎ ｔｙｐｅ＞ が ｌｉｎｋａｇｅ 属性以外の＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞は＜ｐｉｎ ｍａｐｐｉ

ｎｇｓ＞で定義されていなければなりません。又＜ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇｓ＞で定義されている＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞はＬｏｇｉｃａ

ｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ文で定義されていなければなりません。 

（３） ＜ｐｉｎ ｌｉｓｔ＞の要素の数はＬｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ文定義されている ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ の要素の数と一致し

なければなりません。 

 

 

 

４．８ Ｇｒｏｕｐｅｄ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ 文 
 

ｇｒｏｕｐｅｄ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ 文は１ビットのデータを複数の信号線を使って表現するような場合に使用されます。

具体的には、差動電圧や差動電流を用いた信号に対応するために用意されています。差動信号の個々の信号はアナ

ログ信号ですが、２本をひとまとめとして考えればデジタル信号といえます。ｇｒｏｕｐｅｄ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ 文はこの

ような信号に対応します。 

 

＜ｇｒｏｕｐｅｄ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＯＲＴ＿ＧＲＯＵＰＩＮＧ ｏｆ ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ 

： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜ｇｒｏｕｐ ｔａｂｌｅ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
＜ｇｒｏｕｐ ｔａｂｌｅ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ ＜ｇｒｏｕｐ ｔａｂｌｅ＞ ＂ 
＜ｇｒｏｕｐ ｔａｂｌｅ＞ ：：＝ ＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ ｅｎｔｒｙ＞ ｛ ， ＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ ｅｎｔｒｙ＞ ｝ 
＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ ｅｎｔｒｙ＞ ：：＝ ＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ ｔｙｐｅ＞ （ ＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ ｌｉｓｔ＞ ） 
＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ ｔｙｐｅ＞ ：：＝ ＤＩＦＦＥＲＥＮＴＩＡＬ＿ＶＯＬＴＡＧＥ ｜ ＤＩＦＦＥＲＥＮＴＩＡＬ＿ＣＵＲＲＥＮＴ 
＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ＞ ｛ ， ＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ＞ ｝ 
＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ＞ ：：＝ （ ＜ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ ｐｏｒｔ＞ ， ＜ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｐｏｒｔ＞ ） 
＜ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ ｐｏｒｔ＞ ：：＝ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ 
＜ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｐｏｒｔ＞ ：：＝ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ 

 
＜ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ ｐｏｒｔ＞は差動ペアのうちの正極性（＋）信号に対応し、＜ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｐｏｒｔ＞は負極正（－）に対

応します。 
 
 
☆例： 

 

 ｅｎｔｉｔｙ ｓａｄｏｕ ｉｓ 

 ｇｅｎｅｒｉｃ（ Ｐｈｙｓｉｃａｌ＿Ｐｉｎ＿Ｍａｐ ： ｓｔｒｉｎｇ ：＝ ＂ＳＯＰ＂ ）； 

 

 ｐｏｒｔ （ ＣＬＫ ： ｉｎ ｂｉｔ； 

  Ｄａｔａｏ０Ｐ，Ｄａｔａｏ１Ｐ，Ｄａｔａｏ２Ｐ，Ｄａｔａｏ３Ｐ ： ｏｕｔ ｂｉｔ； 

  Ｄａｔａｏ０Ｎ，Ｄａｔａｏ１Ｎ，Ｄａｔａｏ２Ｎ，Ｄａｔａｏ３Ｎ ： ｏｕｔ ｂｉｔ； 
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  Ｄａｔａｉ０Ｐ，Ｄａｔａｉ１Ｐ，Ｄａｔａｉ２Ｐ，Ｄａｔａｉ３Ｐ ： ｉｎ ｂｉｔ； 

  Ｄａｔａｉ０Ｎ，Ｄａｔａｉ１Ｎ，Ｄａｔａｉ２Ｎ，Ｄａｔａｉ３Ｎ ： ｉｎ ｂｉｔ； 

 ＧＮＤ ， Ｖｃｃ ： ｌｉｎｋａｇｅ ｂｉｔ； 

 ｘＥｎ ， ＴＣＫ ， ＴＭＳ ， ＴＤｉ ： ｉｎ ｂｉｔ； 

 ＴＤｏ ： ｏｕｔ ｂｉｔ ）； 

 

ｕｓｅ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４．ａｌｌ； 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＰＨＹＳＩＣＡＬ＿ＰＩＮ＿ＭＡＰ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＳＯＰ ： ＰＩＮ＿ＭＡＰ＿ＳＴＲＩＮＧ ：＝ ＂ＣＬＫ ：１ ， ｘＥｎ ：６ ，＂＆ 

＂Ｄａｔａｏ０Ｐ：２ ， Ｄａｔａｏ１Ｐ：３ ， Ｄａｔａｏ２Ｐ：４ ， Ｄａｔａｏ３Ｐ：５ ，＂＆ 

＂Ｄａｔａｏ０Ｎ：７ ， Ｄａｔａｏ１Ｎ：８ ， Ｄａｔａｏ２Ｎ：９ ， Ｄａｔａｏ３Ｎ：１０ ，＂＆ 

＂Ｄａｔａｉ０Ｐ：１５ ， Ｄａｔａｉ１Ｐ：１６ ， Ｄａｔａｉ２Ｐ：１７ ， Ｄａｔａｉ３Ｐ：１８ ，＂＆ 

＂Ｄａｔａｉ０Ｎ：１９ ， Ｄａｔａｉ１Ｎ：２０ ， Ｄａｔａｉ２Ｎ：２１ ， Ｄａｔａｉ３Ｎ：２２ ，＂＆ 

＂ＧＮＤ：１２ ， ＶＣＣ：２４， ＴＤＯ：１４， ＴＤＩ：１３， ＴＭＳ：１２， ＴＣＫ：１１＂； 

 

 ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＯＲＴ＿ＧＲＯＵＰＩＮＧ ｏｆ ｓａｄｏｕ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

   ＂Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ＿Ｖｏｌｔａｇｅ（ （ Ｄａｔａｏ０Ｐ ， Ｄａｔａｏ０Ｎ ） ， ＂＆ 

      （ Ｄａｔａｏ１Ｐ ， Ｄａｔａｏ１Ｎ ） ， ＂＆ 

      （ Ｄａｔａｏ２Ｐ ， Ｄａｔａｏ２Ｎ ） ， ＂＆ 

      （ Ｄａｔａｏ３Ｐ ， Ｄａｔａｏ３Ｎ ） ） ， ＂＆ 

   ＂Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ＿Ｃｕｒｒｅｎｔ（ （ Ｄａｔａｉ０Ｐ ， Ｄａｔａｉ０Ｎ ） ， ＂＆ 

      （ Ｄａｔａｉ１Ｐ ， Ｄａｔａｉ１Ｎ ） ， ＂＆ 

      （ Ｄａｔａｉ２Ｐ ， Ｄａｔａｉ２Ｎ ） ， ＂＆ 

      （ Ｄａｔａｉ３Ｐ ， Ｄａｔａｉ３Ｎ ） ） ， ＂＆ 

 

  （ -------------- 中略 -------------- ） 

 

 ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ｏｆ ｓａｄｏｕ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

  ＂９ （ ＢＣ＿１ ， ＣＬＫ ， ｉｎｐｕｔ ， Ｘ ） ， ＂＆ 

  ＂８ （ ＢＣ＿１ ， ｘＥＮ ， ｉｎｐｕｔ ， Ｘ ） ， ＂＆ 

  ＂８ （ ＢＣ＿１ ， ＊ ， ｃｏｎｔｒｏｌ ， １ ） ， ＂＆ 

  ＂７ （ ＢＣ＿１ ， Ｄａｔａ０ｉＰ ， ｉｎｐｕｔ ， Ｘ ） ， ＂＆ 

  ＂６ （ ＢＣ＿１ ， Ｄａｔａ１ｉＰ ， ｉｎｐｕｔ ， Ｘ ） ， ＂＆ 

  ＂５ （ ＢＣ＿１ ， Ｄａｔａ２ｉＰ ， ｉｎｐｕｔ ， Ｘ ） ， ＂＆ 

  ＂４ （ ＢＣ＿１ ， Ｄａｔａ３ｉＰ ， ｉｎｐｕｔ ， Ｘ ） ， ＂＆ 

  ＂３ （ ＢＣ＿１ ， Ｄａｔａ０ｉＰ ， ｏｕｔｐｕｔ３ ， Ｘ ， ８ ， １ ， Ｚ ） ， ＂＆ 

  ＂２ （ ＢＣ＿１ ， Ｄａｔａ１ｉＰ ， ｏｕｔｐｕｔ３ ， Ｘ ， ８ ， １ ， Ｚ ） ， ＂＆ 

  ＂１ （ ＢＣ＿１ ， Ｄａｔａ２ｉＰ ， ｏｕｔｐｕｔ３ ， Ｘ ， ８ ， １ ， Ｚ ） ， ＂＆ 

  ＂０ （ ＢＣ＿１ ， Ｄａｔａ３ｉＰ ， ｏｕｔｐｕｔ３ ， Ｘ ， ８ ， １ ， Ｚ ）＂； 

 

 ｅｎｄ ｓａｄｏｕ； 
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 第４章 文法定義

 

☆注意点 

 

（１） １９９０年バージョンに対応したＢＳＤＬでは、Ｇｒｏｕｐｅｄ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ 文をサポートしていません。 

（２） ＜ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ ｐｏｒｔ＞，＜ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｐｏｒｔ＞で定義されている＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞はＬｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃ

ｒｉｐｔｉｏｎ文で定義されていなければなりません。 

（３） ＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ＞内の＜ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ ｐｏｒｔ＞，＜ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｐｏｒｔ＞がＤｅｖｉｃｅ ｐａｃｋａｇｅ ｐｉｎｍａｐｐｉｎｇ

ｓでバス定義されている場合、要素の数はＬｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ文定義されている ｂｉｔ＿ｖｅｃｔｏｒ の要素

の数と一致しなければなりません。 

（４） ＜ｔｗｉｎ ｇｒｏｕｐ＞内の＜ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ ｐｏｒｔ＞，＜ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｐｏｒｔ＞は同じ ｐｉｎ ｔｙｐｅ でなければなり

ません。 

 

 

４．９ Ｓｃａｎ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ 文 
 

ｓｃａｎ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ はデバイスのバウンダリスキャン制御信号の定義を行います。 
 

＜ｓｃａｎ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＞ ：：＝ 「＜ＴＣＫ ｓｔｍｔ＞ ＜ＴＤＩ ｓｔｍｔ＞ ＜ＴＭＳ ｓｔｍｔ＞ ＜ＴＤＯ ｓｔｍｔ＞ 

［ ＜ＴＲＳＴ ｓｔｍｔ＞ ］ 」 

 
＜ＴＣＫ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＣＬＯＣＫ ｏｆ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ： ｓｉｇｎａｌ ｉｓ 

（ ＜ｃｌｏｃｋ ｒｅｃｏｒｄ＞ ）； 
＜ＴＤＩ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＩＮ ｏｆ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ： ｓｉｇｎａｌ ｉｓ ｔｒｕｅ； 
＜ＴＭＳ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＭＯＤＥ ｏｆ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ： ｓｉｇｎａｌ ｉｓ ｔｒｕｅ； 
＜ＴＤＯ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＯＵＴ ｏｆ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ： ｓｉｇｎａｌ ｉｓ ｔｒｕｅ； 
＜ＴＲＳＴ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＲＥＳＥＴ ｏｆ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ： ｓｉｇｎａｌ ｉｓ ｔｒｕｅ； 
＜ｃｌｏｃｋ ｒｅｃｏｒｄ＞ ：：＝ ＜ｒｅａｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ ， ＜ｈａｌｔ ｓｔａｔｅ ｖａｌｕｅ＞ 
＜ｈａｌｔ ｓｔａｔｅ ｖａｌｕｅ＞ ：：＝ ＬＯＷ ｜ ＢＯＴＨ 

 
＜ＴＣＫ ｓｔｍｔ＞ ， ＜ＴＤＩ ｓｔｍｔ＞ ， ＜ＴＭＳ ｓｔｍｔ＞ ， ＜ＴＤＯ ｓｔｍｔ＞ ， ＜ＴＲＳＴ ｓｔｍｔ＞ 定義文は各

バウンダリスキャン制御信号のピン名定義を行います。 
＜ＴＣＫ ｓｔｍｔ＞ 文の ＜ｃｌｏｃｋ ｒｅｃｏｒｄ＞ の要素である ＜ｒｅａｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ はＴＣＫの最高動作周波数を示して

います。又、＜ｈａｌｔ ｓｔａｔｅ ｖａｌｕｅ＞ はテスト信号を保持できるＴＣＫの状態を示しており、ＢＯＴＨ であれば “Ｌ” 又

は “Ｈ” のどちらの状態でもＴＣＫを停止できます。 

 
 
☆例： 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＩＮ    ｏｆ ＴＤＩ ： ｓｉｇｎａｌ ｉｓ ｔｒｕｅ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＭＯＤＥ  ｏｆ ＴＭＳ ： ｓｉｇｎａｌ ｉｓ ｔｒｕｅ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＯＵＴ   ｏｆ ＴＤＯ ： ｓｉｇｎａｌ ｉｓ ｔｒｕｅ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＣＬＯＣＫ ｏｆ ＴＣＫ ： ｓｉｇｎａｌ ｉｓ （２０．０ｅ６， ＢＯＴＨ）； 
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 第４章 文法定義 

 

☆注意点 

 

（１） ＜ＴＤＯ ｓｔｍｔ＞ で定義される ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ は “４．３ Ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ文” で定義された名

前でポート名でなければなりません。又その ＜ｐｉｎ ｔｙｐｅ＞ は ｏｕｔ でなければなりません。 
（２） ＜ＴＣＫ ｓｔｍｔ＞ ， ＜ＴＤＩ ｓｔｍｔ＞ ， ＜ＴＭＳ ｓｔｍｔ＞ ， ＜ＴＲＳＴ ｓｔｍｔ＞ は “４．３ Ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ 

ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ文” で定義された名前でポート名でなければなりません。又その ＜ｐｉｎ ｔｙｐｅ＞ は ｉｎ でなけれ

ばなりません。 

（３） ＜ｓｃａｎ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ＞ の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ は ｇｒｏｕｐｅｄ ｐｏｒｔ で定義されているポート名は使用で

きません｡ 

 

 

４．１０ Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｅｎａｂｅｌ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文 
 

Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｅｎａｂｌｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ は、バウンダリスキャン試験に影響を与える信号に対する安全なパターンを示

します。Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｅｎａｂｌｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ で定義された信号は、バウンダリスキャン試験を行う場合、設定された

パターンを入力し続けなければなりません。 
 

＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｅｎａｂｌｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＣＯＭＰＬＩＡＮＣＥ＿ＰＡＴＴＥＲＮＳ ｏｆ 

＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ  

＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｐａｔｔｅｒｎ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｐａｔｔｅｒｎ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ （ ＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｐｏｒｔ ｌｉｓｔ＞ ） （ ＜ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞ ） ＂ 
＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｐｏｒｔ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ｛ ， ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ｝ 
＜ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｐａｔｔｅｒｎ＞ ｛ ， ＜ｐａｔｔｅｒｎ＞ ｝ 

 
＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｐｏｒｔ ｌｉｓｔ＞に複数の＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞が定義される場合、＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞の並びの順に＜ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞

のビットが対応します。 
 
☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＣＯＭＰＬＩＡＮＣＥ＿ＰＡＴＴＥＲＮＳ ｏｆ ｈｏｇｅＬＳＩ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＂（ｘＥＮ１ ， ｘＥＮ２ ， ｘＥＮ３ ， ｘＥＮ４）， （１１１１）＂ ； 

 

Ｓｔｄ．１１４９．１ｂに準拠した試験を実行するソフトウェアは、デバイスの試験を実行する前に、Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｅｎａｂｌｅ

状態を保証する必要があります。 

 

☆注意点 

 

（１） １９９０年バージョンに対応したＢＳＤＬでは、Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｅｎａｂｅｌ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文をサポートしていません。 

（２） ＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｐｏｒｔ ｌｉｓｔ＞ の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ の数と ＜ｐａｔｔｅｒｎ＞ のビットの数は一致しなければなりませ

ん。 

（３） ＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｐｏｒｔ ｌｉｓｔ＞ の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ は “４．９ ｓｃａｎ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ” で定義されている
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ポート名は使用できません｡ 

（４） ＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｐｏｒｔ ｌｉｓｔ＞ の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ は “４．３ Ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ文” で定義された名

前でポート名でなければなりません。又その ＜ｐｉｎ ｔｙｐｅ＞ は ｉｎ でなければなりません。 

（５） ＜ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ ｐｏｒｔ ｌｉｓｔ＞ の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ は “４．８ ｇｒｏｕｐｅｄ ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ” で定義されてい

るポート名は使用できません｡ 

 

 

４．１１ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文 
 

Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ はデバイスに依存するインストラクションレジスタの特性を記述します。デバイス

に実装されるインストラクションレジスタの特性を示すものとして以下のものがあります。 
 
 Ｌｅｎｇｔｈ ：インストラクションレジスタは最低２ビットの長さを持ちます。最大長に制限はありません。 

 Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ ：インストラクションをサポートするためには対応するレジスタが必要です。デバイスの設計

者は ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ に規定されているオプションインストラクションの一部或い

は全てを実装することが可能です。又プライベートインストラクションも実装できます。プライ

ベートインストラクションは、試験の実行時、予期しない動作を防ぐためにアプリケーション

に対してプライベートインストラクションであることを明示しなければなりません。 
 Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃｏｄｅｓ ：ＥＸＴＥＳＴ と ＢＹＰＡＳＳ インストラクションのビットパターンは ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ 

（ｏｐｃｏｄｅｓ） によってあらかじめ定義されています（ＥＸＴＥＳＴ：Ａｌｌ“０”，ＢＹＰＡＳＳ：Ａｌｌ“１”）。他のインス

トラクションのビットパターンはデバイスの設計者によって定義されなければなりません。 
 Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ ：Ｃａｐｔｕｒｅ－ＩＲ の状態遷移を通過すると、インストラクションレジスタに入力したデータがロ

ードされます。 
 
ＢＳＤＬのインストラクションレジスタの特性とはその長さ、オペコード、Ｃａｐｔｕｒｅ－ＩＲ の状態遷移でロードされるパター

ン、そして与えられたインストラクションがパブリックかプライベートかの情報です。 
 

＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ＞ ：：＝  ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｅｎｇｔｈ ｓｔｍｔ＞ 

 ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｐｃｏｄｅ ｓｔｍｔ＞ 

 ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ ｓｔｍｔ＞ 

 ［ ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｐｒｉｖａｔｅ ｓｔｍｔ＞ ］ 
＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｅｎｇｔｈ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＬＥＮＧＴＨ ｏｆ 

  ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞； 
＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｐｃｏｄｅ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＯＰＣＯＤＥ ｏｆ 

  ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜ｏｐｃｏｄｅ ｔａｂｌｅ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＣＡＰＴＵＲＥ ｏｆ  

 ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｐｒｉｖａｔｅ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＰＲＩＶＡＴＥ ｏｆ 

 ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｉｓｔ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
 

＜ｏｐｃｏｄｅ ｔａｂｌｅ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ ＜ｏｐｃｏｄｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ｛ ， ＜ｏｐｃｏｄｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ｝ ＂ 
＜ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ ＜ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞ ＂ 
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＜ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｐａｔｔｅｒｎ＞ ｛ ， ＜ｐａｔｔｅｒｎ＞ ｝ 
＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｉｓｔ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｉｓｔ＞ ＂ 
＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞ ｛ ， ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞ ｝ 
＜ｏｐｃｏｄｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ：：＝ ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞ （ ＜ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞ ） 

 
 
☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＬＥＮＧＴＨ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ８； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＯＰＣＯＤＥ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＂ＥＸＴＥＳＴ （００００００００， １０００００００）， ＂ ＆ 

＂ＢＹＰＡＳＳ （１１１１１１１１， １００００１００）， ＂ ＆ 

＂ＳＡＭＰＬＥ （００００００１０， １０００００１０）， ＂ ＆ 

＂ＩＮＴＥＳＴ （００００００１１， １０００００１１）， ＂ ＆ 

＂ＨＩＧＨＺ （０００００１１０， １００００１１０）， ＂ ＆  －－ Ｂｙｐａｓｓ ｗｉｔｈ ｏｕｔｐｕｔｓ ｈｉｇｈ－ｚ 

＂ＣＬＡＭＰ （０００００１１１， １００００１１１）， ＂ ＆  －－ Ｂｙｐａｓｓ ｗｉｔｈ ｂｓ ｖａｌｕｅ 

＂ＲＵＮＴ （００００１００１， １０００１００１）， ＂ ＆  －－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｕｎ ｔｅｓｔ 

＂ＲＥＡＤＢＮ （００００１０１０， １０００１０１０）， ＂ ＆  －－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅａｄ ｎｏｒｍａｌ ｍｏｄｅ 

＂ＲＥＡＤＢＴ （００００１０１１， １０００１０１１）， ＂ ＆  －－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅａｄ ｔｅｓｔ ｍｏｄｅ 

＂ＣＥＬＬＴＳＴ （００００１１００， １０００１１００）， ＂ ＆  －－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｓｅｌｆｔｅｓｔ ｎｏｒｍａｌ ｍｏｄｅ 

＂ＴＯＰＨＩＰ （００００１１０１， １０００１１０１）， ＂ ＆  －－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｔｏｇｇｌｅ ｏｕｔ ｔｅｓｔ ｍｏｄｅ 

＂ＳＣＡＮＣＮ （００００１１１０， １０００１１１０）， ＂ ＆  －－ ＢＣＲ ｓｃａｎ ｎｏｒｍａｌ ｍｏｄｅ 

＂ＳＣＡＮＣＴ （００００１１１１， １０００１１１１）  ＂ ；  －－ ＢＣＲ ｓｃａｎ ｔｅｓｔ ｍｏｄｅ 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＣＡＰＴＵＲＥ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＂１００００００１＂； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＤＩＳＡＢＬＥ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＂ＨＩＧＨＺ＂； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＧＵＡＲＤ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＂ＣＬＡＭＰ＂； 

 

 

この例は１９９０年版ＢＳＤＬ表記です。１９９４年版ＢＳＤＬでは ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＤＩＳＡＢＬＥ 及び ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯ

Ｎ＿ＧＵＡＲＤ は削除されています。 

 

各ａｔｔｒｉｂｕｔｅ の目的を以下に示します。 

 

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＬＥＮＧＴＨ ：＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｅｎｇｔｈ ｓｔｍｔ＞はインストラクションレジスタの長さを定義します。

オペコードのパターンのビット長は＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｅｎｇｔｈ ｓｔｍｔ＞で定義された

レジスタ長と一致しなければなりません。 

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＯＰＣＯＤＥ ：＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｐｃｏｄｅ ｓｔｍｔ＞はインストラクション名とそれに対応するビット

パターンを定義します。ビットパターンの右端のビットが、シフトレジスタでＴＤｏに近

い（最初に出力される）ビットになります。ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ではＥＸＴＥＳＴ，Ｂ

ＹＰＡＳＳインストラクションのコードの表記は省略可能です。この場合ＥＸＴＥＳＴの

パターンはＡｌｌ“０”，ＢＹＰＡＳＳのパターンはＡｌｌ“１”となります。又他のビットパター
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ンを追加で定義することも可能です。使用されないビットパターンはＢＹＰＡＳＳイン

ストラクションにデコードされます。 

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＣＡＰＴＵＲＥ ： ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ ｓｔｍｔ＞はＴＡＰコントローラがＣａｐｔｕｒｅ－ＩＲの状態遷

移を通過するときに、インストラクションレジスタにロードされるビットパターンを定

義します。ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ではＬＳＢの２ビットは“０１”と決められています。

残りのビットは設計者が定義します。 

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＰＲＩＶＡＴＥ ：＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｐｒｉｖａｔｅ ｓｔｍｔ＞はプライベートインストラクションを定義するもの

で、オプションです。プライベートインストラクションはデバイスの設計者によって使

用されるもので、その動作は正常動作が保証されないため、通常動作ではこのイ

ンストラクションの使用は避けるべきです。 

 

☆注意点 

 

（１） ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＬＥＮＧＴＨ の ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ は２以上でなければなりません。 

（２） ＜ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞ で定義される全てのオペコードのビット長はインストラクションレジスタ長と同じでなければなり

ません。 

（３） Ａｌｌ“１” のパターンをもつオペコードはＢＹＰＡＳＳに定義されるか、又はその表記は省略されていなければなりま

せん。 

（４） Ａｌｌ“０” のパターンをもつオペコードはＥＸＴＥＳＴに定義されるか、又はその表記は省略されていなければなりま

せん。 

（５） ＳＡＭＰＬＥ／ＰＲＥＬＯＡＤの為のオペコードが定義されなければなりません。そしてそのオペコードは＜ｏｐｃｏｄｅ 

ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞の中でＳＡＭＰＬＥとして定義されなければなりません。 

（６） オペコードのパターンにはＸを含むことはできません。 

（７） ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ ｓｔｍｔ＞ の ＜ｐａｔｔｅｒｎ＞ の値はインストラクションレジスタ長と等しくなければなり

ません。又そのＬＳＢの２ビットは“０１”でなければなりません。 

（８） ユーザー定義のインストラクションのみがプライベートとして定義できます。 

  

 

４．１２ Ｏｐｔｉｏｎａｌ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文 
 

ｏｐｔｉｏｎａｌ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎはデバイスが実装するオプションレジスタの定義を行います。オプションレジスタに

は、ＩＤＣＯＤＥレジスタとＵＳＥＲＣＯＤＥレジスタがあります。 

 

 

＜ｏｐｔｉｏｎａｌ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ：：＝ 「＜ｉｄｃｏｄｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ ［ ＜ｕｓｅｒｃｏｄｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ ］」 
 

＜ｉｄｃｏｄｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＤＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ｏｆ ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ 

   ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜３２－ｂｉｔ ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
＜ｕｓｅｒｃｏｄｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＵＳＥＲＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ｏｆ ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ 

   ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜３２－ｂｉｔ ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
 

＜３２－ｂｉｔ ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ ＜３２－ｂｉｔ ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞ ＂ 

 
19 Ｄｅｂｕｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ   ＢＳＤＬ解説 



 第４章 文法定義 

＜３２－ｂｉｔ ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜３２－ｂｉｔ ｐａｔｔｅｒｎ＞ ｛ ， ＜３２－ｂｉｔ ｐａｔｔｅｒｎ＞ ｝ 
 
 
☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＤＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＂００００＂ ＆   －－ Ｖｅｒｓｉｏｎ 

＂０１０１００００００１００１００＂ ＆ －－ Ｐａｒｔ ｎｕｍｂｅｒ 

＂００００００００００１＂ ＆  －－ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ＇ｓ ＩＤ 

＂１＂；    －－ Ｒｅｑｕｉｒｅｄ ｂｙ ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ｂ 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＵＳＥＲＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＂ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ＂； 

 

Ｘは未定義を示し、＜３２－ｂｉｔ ｐａｔｔｅｒｎ ｌｉｓｔ＞は、Ａｌｌ“Ｘ”の定義も可能です。 

 

 

☆注意点 

 

（１） ＜ｉｄｃｏｄｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞でＩＤＣＯＤＥレジスタが定義されている場合、＜ｉｄｃｏｄｅ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ＞の＜３２－ｂｉｔ ｐ

ａｔｔｅｒｎ＞のＬＳＢ１ビットは “１” でなければなりません。 

 

 

４．１３ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ ａｃｃｅｓｓ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文 
 

全てのインストラクションはテストデータをＴＤＩとＴＤＯの間のレジスタに配置しなければばりません。ユーザー定義のイ

ンストラクションはＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１で定義されているテストデータレジスタ、或いはデバイス設計者が定義したレ

ジスタにアクセスする可能性があります。ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１はデバイス設計者がデバイスにユーザー定義のレジ

スタとして参照できるレジスタを追加することを許しています。これらの試験に関連するインストラクションの名前やデー

タレジスタのビット長を定義します。 
 
 

＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ａｃｃｅｓｓ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＲＥＧＩＳＴＥＲ＿ＡＣＣＥＳＳ ｏｆ 

＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｓｔｒｉｎｇ＞ ； 
 

＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ ＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ＞ ｛ ， ＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ＞ ｝ ＂ 
＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ａｓｓｏｃｏａｔｉｏｎ＞ ：：＝ ＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ＞ （ ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ ｌｉｓｔ＞ ） 
＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ＞ ｛ ， ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ＞ ｝ 
＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ＞ ：：＝ ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞ ［ ＣＡＰＴＵＲＥＳ ＜ｐａｔｔｅｒｎ＞ ］ 
＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ＞ ：：＝ ＢＯＵＮＤＡＲＹ ｜ ＢＹＰＡＳＳ ｜ ＤＥＶＩＣＥ＿ＩＤ 

｜ ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ ＜ ｌｅｆｔ ｂｒａｃｋｅｔ＞ ＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｌｅｎｇｔｈ＞ ＜ｒｉｇｈｔ ｂｒａｃｋｅｔ＞ 
＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｌｅｎｇｔｈ＞ ：：＝ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 
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☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＲＥＧＩＳＴＥＲ＿ＡＣＣＥＳＳ ｏｆ ｘｘ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＂ＢＯＵＮＤＡＲＹ （ＥＸＴＥＳＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＲＥＡＤＢＮ， ＲＥＡＤＢＴ， ＣＥＬＬＴＳＴ），＂ ＆ 

＂ＢＹＰＡＳＳ （ＢＹＰＡＳＳ， ＨＩＧＨＺ， ＣＬＡＭＰ， ＲＵＮＴ， ＴＯＰＨＩＰ），＂ ＆ 

＂ＢＣＲ［２］ （ＳＣＡＮＣＮ， ＳＣＡＮＣＴ ＣＡＰＴＵＲＥＳ ０Ｘ）＂ ； 

 

上記例において ＥＸＴＥＳＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＲＥＡＤＢＮ， ＲＥＡＤＢＴ， ＣＥＬＬＴＳＴ， ＢＹＰＡＳＳ， ＨＩＧ

ＨＺ， ＣＬＡＭＰ， ＲＵＮＴ， ＴＯＰＨＩＰ， ＳＣＡＮＣＮ， ＳＣＡＮＣＴ は “４．１１ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏ

ｎ” の ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｐｃｏｄｅ ｓｔｍｔ＞ で定義されなければなりません｡最初の６個のインストラクションはＢｏｕｎｄ

ａｒｙ－Ｓｃａｎレジスタを選択し、次の５個のインストラクションはＢｙｐａｓｓレジスタを選択します。最後の２個のインストラ

クション（ＳＣＡＮＣＮ， ＳＣＡＮＣＴ）はＢＣＲ［２］という２ビットのレジスタを選択します。これは設計者定義のテスト用の

レジスタです。この例ではＳＣＡＮＣＴに Ｃａｐｔｕｒｅ－ＤＲの状態遷移を通過するときにＢＣＲ［２］レジスタにロードされる

０Ｘという値を示しています。この例ではＳＣＡＮＣＮインストラクションに対する値は定義されていません。 

 

 

☆注意点 

 

（１） ＢＹＰＡＳＳ， ＣＬＡＭＰ， ＥＸＴＥＳＴ， ＨＩＧＨＺ， ＩＤＣＯＤＥ， ＩＮＴＥＳＴ， ＳＡＭＰＬＥ／ＰＲＥＬＯＡＤ， ＵＳＥＲＣ

ＯＤＥ インストラクションはＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ で定義されています。 

（２） ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ＞で定義される上記（１）のインストラクション以外のパブリックなインストラクションは関

連するテストデータレジスタが定義されなければなりません。 

（３） パブリックにアクセスできる設計者定義のテストデータレジスタの長さは０より大きくなくてはなりません。 

（４） ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ＞の＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞は“４．１１ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ” の＜ｉ

ｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｐｃｏｄｅ ｓｔｍｔ＞の＜ｏｐｃｏｄｅ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ で定義されていなければなりません。 

（５） ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｃａｐｔｕｒｅ＞の＜ｐａｔｔｅｒｎ＞は同じ＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ａｓｓｏｃｏａｔｉｏｎ＞内の＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ＞のレジスタ長と

一致しなければなりません。 

 

 

４．１４ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文 
 

ｂｏｕｎｄａｒｙ－ｓｃａｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ には０から ＬＥＮＧＴＨ－１ （ＬＥＮＧＴＨは “４．１１ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓ

ｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ” の ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｅｎｇｔｈ ｓｔｍｔ＞ で定義されます）のバウンダリスキャンセルのリストが記述

されます。セルの並びは順不同です。但し全てのセルが定義されていなければなりません。Ｃｅｌｌ ０がＴＤｏに最も近い

セルになります。 

 

デバイスに使われているセル構成の特性は＜ｂｏｕｎｄａｒｙ－ｓｃａｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞で参照される前に定義さ

れていなければなりません。例えば、ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１に含まれるセル構成はＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４のスタ

ンダードＶＨＤＬパッケージに含まれています。このＶＨＤＬパッケージのセル構成は以下の表に示される単純な名前を

使って参照されます。 
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＜ｂｏｕｎｄａｒｙ－ｓｃａｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ：：＝ ＜ｂｏｕｎｄａｒｙ ｌｅｎｇｔｈ ｓｔｍｔ＞  

  ＜ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｓｔｍｔ＞ 
 

＜ｂｏｕｎｄａｒｙ ｌｅｎｇｔｈ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＬＥＮＧＴＨ ｏｆ 

＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ ； 
＜ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｓｔｍｔ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ｏｆ 

＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＜ｃｅｌｌ ｔａｂｌｅ ｓｔｒｉｎｇ＞ ； 
＜ｃｅｌｌ ｔａｂｌｅ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＂ ＜ｃｅｌｌ ｔａｂｌｅ＞ ＂ 
＜ｃｅｌｌ ｔａｂｌｅ＞ ：：＝ ＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞ ｛ ， ＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞ ｝ 
＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞ ：：＝ ＜ｃｅｌｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ （ ＜ｃｅｌｌ ｉｎｆｏ＞ ） 
＜ｃｅｌｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ ：：＝ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 
＜ｃｅｌｌ ｉｎｆｏ＞ ：：＝ ＜ｃｅｌｌ ｓｐｅｃ＞ ［ ， ＜ｄｉｓａｂｌｅ ｓｐｅｃ＞ ］ 
＜ｃｅｌｌ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＜ｃｅｌｌ ｎａｍｅ＞ ， ＜ｐｏｒｔ ＩＤ ｏｒ ｎｕｌｌ＞ ， ＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞ 

， ＜ｓａｆｅ ｂｉｔ＞ 
＜ｃｅｌｌ ｎａｍｅ＞ ：：＝ ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ 
＜ｐｏｒｔ ＩＤ ｏｒ ｎｕｌｌ＞ ：：＝ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ｜ ＊ 
＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞ ：：＝ ＩＮＰＵＴ ｜ ＯＵＴＰＵＴ２ ｜ ＯＵＴＰＵＴ３ ｜ ＣＯＮＴＲＯＬ ｜ ＣＯＮＴＲＯＬＲ 

｜ ＩＮＴＥＲＮＡＬ ｜ ＣＬＯＣＫ ｜ ＢＩＤＩＲ ｜ ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ 
＜ｓａｆｅ ｂｉｔ＞ ：：＝ ０ ｜ １ ｜ Ｘ 
＜ｄｉｓａｂｌｅ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＜ｃｃｅｌｌ＞ ， ＜ｄｉｓａｂｌｅ ｖａｌｕｅ＞ ， ＜ｄｉｓａｂｌｅ ｒｅｓｕｌｔ＞ 
＜ｃｃｅｌｌ＞ ：：＝ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 
＜ｄｉｓａｂｌｅ ｖａｌｕｅ＞ ：：＝ ０ ｜ １ 
＜ｄｉｓａｂｌｅ ｒｅｓｕｌｔ＞ ：：＝ Ｚ ｜ ＷＥＡＫ０ ｜ ＷＥＡＫ１ ｜ ＰＵＬＬ０ ｜ ＰＵＬＬ１ 

 
 
☆例： 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＬＥＮＧＴＨ   ｏｆ ｓｎ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ １８； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ｏｆ ｓｎ７４ｂｃｔ８２４４ａ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

 

－－ ｎｕｍ  ｃｅｌｌ   ｐｏｒｔ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ｓａｆｅ ［ｃｃｅｌｌ ｄｉｓｖａｌ ｒｓｌｔ］ 

＂１７ （ＢＣ＿１， ＯＥ＿ＮＥＧ１， ｉｎｐｕｔ， Ｘ），＂ ＆ 

＂１７ （ＢＣ＿１， ＊， ｃｏｎｔｒｏｌ， １） ＂ ＆ 

＂１６ （ＢＣ＿１， ＯＥ＿ＮＥＧ２， ｉｎｐｕｔ， Ｘ），＂ ＆ 

＂１６ （ＢＣ＿１， ＊， ｃｏｎｔｒｏｌ， １），＂ ＆ 

＂１５ （ＢＣ＿１， Ａ１（１）， ｉｎｐｕｔ， Ｘ），＂ ＆ 

＂１４ （ＢＣ＿１， Ａ１（２）， ｉｎｐｕｔ， Ｘ），＂ ＆ 

＂１３ （ＢＣ＿１， Ａ１（３）， ｉｎｐｕｔ， Ｘ），＂ ＆ 

＂１２ （ＢＣ＿１， Ａ１（４）， ｉｎｐｕｔ， Ｘ），＂ ＆ 
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＂３  （ＢＣ＿１， Ｙ２（１）， ｏｕｔｐｕｔ３， Ｘ， １６，   １，  Ｚ），＂ ＆ 

＂２  （ＢＣ＿１， Ｙ２（２）， ｏｕｔｐｕｔ３， Ｘ， １６，   １，  Ｚ），＂ ＆ 

＂１  （ＢＣ＿１， Ｙ２（３）， ｏｕｔｐｕｔ３， Ｘ， １６，   １，  Ｚ），＂ ＆ 

＂０  （ＢＣ＿１， Ｙ２（４）， ｏｕｔｐｕｔ３， Ｘ， １６，   １，  Ｚ） ；＂ 

 

 

＜ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｓｔｍｔ＞は＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞の列挙で構成される＜ｃｅｌｌ ｔａｂｌｅ ｓｔｒｉｎｇ＞を含みます。＜ｃｅｌｌ ｅ

ｎｔｒｙ＞は２つの要素（＜ｃｅｌｌ ｎｕｍｂｅｒ＞と＜ｃｅｌｌ ｉｎｆｏ＞）から構成されます。又その並びは順不同です。 

 

－ ＜ｃｅｌｌ ｎｕｍｂｅｒ＞は０から ＬＥＮＧＴＨ－１ （ＬＥＮＧＴＨは “４．１１ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ” の 

＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｌｅｎｇｔｈ ｓｔｍｔ＞ で定義されます）の範囲でなければなりません。 

－ ＜ｃｅｌｌ ｉｎｆｏ＞は４つ又は７つの要素から構成されます。 

 

全ての＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞の要素は最初の４つの要素（＜ｃｅｌｌ ｎａｍｅ＞，＜ｐｏｒｔ ＩＤ ｏｒ ｎｕｌｌ＞，＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞，＜ｓａｆ

ｅ ｂｉｔ＞）の値をもたなければなりません。そして出力を制御できるセル（オープンコレクタや３ステート出力）を定義した

＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞はさらに３つの要素（＜ｃｃｅｌｌ＞，＜ｄｉｓａｂｌｅ ｖａｌｕｅ＞，＜ｄｉｓａｂｌｅ ｒｅｓｕｌｔ＞）を持たなければなりませ

ん。＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞の値が ＯＵＴＰＵＴ あるいは ＢＩＤＩＲ のときは、３つの要素（＜ｃｃｅｌｌ＞，＜ｄｉｓａｂｌｅ ｖａｌｕｅ＞，＜

ｄｉｓａｂｌｅ ｒｅｓｕｌｔ＞）を定義しなければばりません。＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞の値がＢＩＤＩＲで出力ドライバがインアクティブの場合、

そのセルは受信動作を行います。＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞の値がＯＵＴＰＵＴ２の場合、３つの要素（＜ｃｃｅｌｌ＞，＜ｄｉｓａｂｌｅ ｖａｌｕ

ｅ＞，＜ｄｉｓａｂｌｅ ｒｅｓｕｌｔ＞）は定義される場合とされない場合があります。そしてそれは定義されるドライバびＶＨＤＬ 

＜ｐｏｒｔ ｔｙｐｅ＞がＯＵＴ であるかどうか、又はＢＵＦＦＥＲであるかどうかに依存します。 

 

 

＜ｃｅｌｌ ｎａｍｅ＞の要素は使われているセル構成を定義します。そしてその値は、Ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ 或

いはユーザー指定のＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇｅ で定義されている値でなければなりません｡ 

 

＜ｐｏｒｔ ＩＤ ｏｒ ｎｕｌｌ＞の要素はセルに対して接続される外部信号名を示します。この値は “４．３ Ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄ

ｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ” で定義された名前でなければなりません。出力コントロールあるいはインターナルセルとして使用される

セルはこの要素に “＊” を用います。 

 

＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞の要素は関連するセルの主要な機能を定義します。表４．１４－１に＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞で持つことができる値

を示します。 
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表４．１４－１ ｆｕｎｃｔｉｏｎ値 

値 説明 ｐｉｎ ｔｙｐｅ 
ＩＮＰＵＴ モニタ機能を持ち外部ピンに接続されます。 ｉｎ または ｉｎｏｕｔ 
ＣＬＯＣＫ 外部クロック入力ピン似接続されます。 ｉｎ 

ＯＵＴＰＵＴ２ ２値出力をもつ外部ピンに接続されます。 ｏｕｔ，ｂｕｆｆｅｒ，ｉｎｏｕｔ 
ＯＵＴＰＵＴ３ ３ステート出力をもつ外部ピンに接続されます。 ｏｕｔ ， ｉｎｏｕｔ 
ＣＯＮＴＲＯＬ １つ以上の出力信号或いは双方向信号のイネーブル

制御又は方向制御を行います。 
－ 

ＣＯＮＴＲＯＬＲ １つ以上の出力信号或いは双方向信号のイネーブル

制御又は方向制御を行います。またＴＡＰがＴｅｓｔ－Ｌｏ

ｇｉｃ－Ｒｅｓｅｔ 遷移状態を通るとディスエーブル状態に

します。 

－ 

ＩＮＴＥＲＮＡＬ デバイスの内部で使用します。外部ピンには接続され

ません。 
－ 

ＢＩＤＩＲ 双方向ピンに接続されます。 ｉｎｏｕｔ 
ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ ＩＮＰＵＴと同じ機能ですが、ＩＮＴＥＳＴをサポートしませ

ん。セルのモニタ信号として使用されます。 
ｉｎ または ｉｎｏｕｔ 

 

 

＜ｓａｆｅ ｂｉｔ＞の要素は、バウンダリスキャン試験パターン生成ソフトウェアがランダムに値を選択する時、セルのＣＡＰ 

ＦＦにロードされるべき値を定義します。例えば以下のような場合が考えられます。 

 

・関連付けされたドライバを無効にするようなＣｏｎｔｏｒｌ Ｃｅｌｌ の値 

・ＩＮＴＥＳＴ実行時、ドライバに流れる電流値を最小にするような出力信号の値 

・ＥＸＴＥＳＴ実行時、内部論理回路に影響を与えないようにする入力信号の値 

 

＜ｃｃｅｌｌ＞の要素は，対応する＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞の出力をディスエーブルにするコントロールセルの＜ｃｅｌｌ ｎｕｍｂｅｒ＞を示

します。 

 

＜ｄｉｓａｂｌｅ ｖａｌｕｅ＞の要素は、対応する＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞の出力をディスエーブルにするための＜ｃｃｅｌｌ＞の値を示しま

す。 

 

＜ｄｉｓａｂｌｅ ｒｅｓｕｌｔ＞の要素は、対応する＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞の出力がディスエーブルになった場合の出力ドライバの状態を

示します。設定できる値には以下のものがあります。 

 

 ハイ・インピーダンス（Ｈｉ－Ｚ）状態 ：Ｚ 

 外部プルダウンによるＷｅａｋ“０”状態 ：ＷＥＡＫ０ 

 外部プルダアップよるＷｅａｋ“１”状態 ：ＷＥＡＫ１ 

 内部プルダウンによるＷｅａｋ“０”状態 ：ＰＵＬＬ０ 

 内部プルダアップよるＷｅａｋ“１”状態 ：ＰＵＬＬ１ 
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☆注意点 

 

（１）  ＜ｂｏｕｎｄａｒｙ ｌｅｎｇｔｈ ｓｔｍｔ＞の＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞で示されるバウンダリスキャンレジスタ長（ＬＥＮＧＴＨ）は１以上で

なければなりません。 

（２）  ＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞ の ＜ｃｅｌｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ は ０ から ＬＥＮＧＴＨ－１ の範囲でないといけません｡ 

（３）  ＜ｃｅｌｌ ｔａｂｌｅ＞ の中に 同じ値の ＜ｃｅｌｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ を持つ ＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞（ｍｅｒｇｅｄ ｃｅｌｌと呼ばれま

す） が存在する場合があります。この場合以下の条件を満たさないといけません。 

－ ＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞が ＩＮＰＵＴ の要素の ｃｅｌｌ と＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞がＯＵＴＰＵＴ２，ＯＵＴＰＵＴ３，ＣＯＮＴＲＯＬ，Ｃ

ＯＮＴＲＯＬＲ の要素のｃｅｌｌ のみがマージ可能です。 

－ 両方の ＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞ の ＜ｃｅｌｌ ｎａｍｅ＞ は同じ名前を持ちます。 

－ ２つの ｃｅｌｌ の ＜ｓａｆｅ ｂｉｔ＞ の値は少なくともどちらかが Ｘ でないといけません。 

（４）  ＜ｃｅｌｌ ｔａｂｌｅ＞ の中の ＜ｃｅｌｌ ｎａｍｅ＞ はＳｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ 或いはユーザー指定のＶＨＤＬ 

ｐａｃｋａｇｅ で定義されている値でなければなりません｡ 

（５）  ＜ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｅｄ ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞ を持たない ＜ｃｅｌｌ ｓｐｅｃ＞ の ＜ｐｏｒｔ ｎａｍｅ＞ の値は＜ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ 

ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ の ＢＩＴ で定義された ＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ で定義されていなければなりません。 

（６）  ＜ｃｅｌｌ ｓｐｅｃ＞ の ＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞ 要素が ＣＯＮＴＲＯＬ ， ＣＯＮＴＲＯＬＲ ， ＩＮＴＥＲＮＡＬ の時は、＜ｐｏ

ｒｔ ＩＤ ｏｒ ｎｕｌｌ＞ は “＊” でなければなりません。 

（７）  ＩＮＰＵＴ ， ＣＯＮＴＲＯＬ ， ＣＯＮＴＲＯＬＲ ， ＩＮＴＥＲＮＡＬ ， ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ ， ＣＬＯＣＫ と等し

い＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞ の要素を持つ ＜ｃｅｌｌ ｉｎｆｏ＞ は ＜ｄｉｓａｂｌｅ ｓｐｅｃ＞ の要素を持つ事ができません。 

（８）  ＯＵＴＰＵＴ３ ， ＢＩＤＩＲ と等しい ＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞ の要素を持つ ＜ｃｅｌｌ ｉｎｆｏ＞ は ＜ｄｉｓａｂｌｅ ｓｐｅｃ＞ の

定義を持たなければなりません。 

（９）  ＯＵＴＰＵＴ２ と等しい ＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞ の要素を持ち、＜ｄｉｓａｂｌｅ ｓｐｅｃ＞ の要素をもつ ＜ｃｅｌｌ ｉｎｆｏ＞ は 

＜ｃｅｌｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ の値が ＜ｃｃｅｌｌ＞ の値と等しくなければなりません。 

（１０） ＣＯＮＴＲＯＬ又はＣＯＮＴＲＯＬＲ と等しい ＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞ の要素を持つ、＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞ の ＜ｃｅｌｌ ｎｕｍｂ

ｅｒ＞ は ＜ｄｉｓａｂｌｅ ｓｐｅｃ＞ の ＜ｃｃｅｌｌ＞ に使用されなければなりません。 

（１１） ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｉｅｒ＞ が ＜ｌｏｇｉｃａｌ ｐｏｒｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ の ＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ の ＜ｉｄｅｎｔｉｆｉｉｅｒ ｌｉｓｔ＞ 

に使用され、かつ ＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ 内の ＜ｐｉｎ ｔｙｐｅ＞ が ｌｉｎｋａｇａｅ の値をとるとき、＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｉ

ｅｒ＞は＜ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｓｔｍｔ＞ の ＜ｃｅｌｌ ｅｎｔｒｙ＞ の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ としては使用されません。 

（１２） ＜ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｓｔｍｔ＞ の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ に対応する ＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ の値によってとるべき ＜ｆ

ｕｎｃｔｉｏｎ＞ の値は以下の通りとなります。 

 
ｐｉｎ ｔｙｐｅ ｆｕｎｃｔｉｏｎ 

ｉｎ ＩＮＰＵＴ ， ＣＬＯＣＫ ， ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ 
ｏｕｔ ＯＵＴＰＵＴ２ ， ＯＵＴＰＵＴ３ 

ｂｕｆｆｅｒ ＯＵＴＰＵＴ２ 
ｉｎｏｕｔ ＢＩＤＩＲ ， ＯＵＴＰＵＴ２ ， ＯＵＴＰＵＴ３ ， ＩＮＰＵＴ ，ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ 
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４．１５ ＲＵＮＢＩＳＴ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文 
 

ＲＵＮＢＩＳＴ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎはＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ で定義されるＲＵＮＢＩＳＴ インストラクションに関する定義を行い

ます。ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１で定義されるＲＵＮＢＩＳＴ インストラクションの概要に関することだけです。ＢＩＳＴ（Ｂｕｉｌｄ

－Ｉｎ Ｓｅｌｆ－Ｔｅｓｔ）に関する詳細な内容に関しては他の規格等を参照してください。 

 

 

＜ｒｕｎｂｉｓｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＲＵＮＢＩＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ｏｆ ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： 

  ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＂ ＜ｒｕｎｂｉｓｔ ｓｐｅｃ＞ ＂； 
＜ｒｕｎｂｉｓｔ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＜ｗａｉｔ ｓｐｅｃ＞ ， ＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ ， ＜ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ｓｐｅｃ＞ 
＜ｗａｉｔ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＷＡＩＴ＿ＤＵＲＡＴＩＯＮ（ ＜ｄｕｒａｔｉｏｎ ｓｐｅｃ＞ ） 
＜ｄｕｒａｔｉｏｎ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ ｌｉｓｔ＞ ｜ ＜ｔｉｍｅ＞ ［ ， ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ ｌｉｓｔ＞ ］ 
＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ＞ ｛ ， ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ＞ ｝ 
＜ｔｉｍｅ＞ ：：＝ ＜ｒｅａｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ 
＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ＞ ：：＝ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 
＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＯＢＳＥＲＶＩＮＧ ＜ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ＞ ＡＴ＿ＰＩＮＳ 
＜ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ＞ ：：＝ ＨＩＧＨＺ ｜ ＢＯＵＮＤＡＲＹ 
＜ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＥＸＰＥＣＴ＿ＤＡＴＡ ＜ｄｅｔ ｐａｔｔｅｒｎ＞ 
＜ｄｅｔ ｐａｔｔｅｒｎ＞ ：：＝ ＜ｂｉｔ＞ ｛ ＜ｂｉｔ＞ ｝ 
＜ｂｉｔ＞ ：：＝ ０ ｜ １ 

 
 
＜ｄｅｔ ｐａｔｔｅｒｎ＞ は１つ以上の連続した０または１の並びでなければなりません。その間にはスペースや区切り記号

等を含んではいけません。＜ｔｉｍｅ＞要素の値で定義されるＴｉｍｅは秒を示しています。ＴｉｍｅとＣｌｏｃｋサイクルの両方

が定義されると、最大時間またはクロックサイクル数に応じた必要な時間が定義されていると解釈されます。 

 
 
☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＲＵＮＢＩＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ｏｆ ｘｘＣＰＵ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＂Ｗａｉｔ＿Ｄｕｒａｔｉｏｎ （１．０ｅ－３），＂＆ 

＂Ｏｂｓｅｒｖｉｎｇ ＨＩＧＨＺ Ａｔ＿Ｐｉｎｓ， ＂＆ 

＂Ｅｘｐｅｃｔ＿Ｄａｔａ ０＂； 

 

☆注意点 

 

（１） １９９０年バージョンに対応したＢＳＤＬでは、ＲＵＮＢＩＳＴ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文をサポートしていません。 

（２） ＜ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ｓｐｅｃ＞ の ＜ｄｅｔ ｐａｔｔｅｒｎ＞ の値のビットの数は ＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ａｃｃｅｓｓ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ の

＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ＞ 中の ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ の値として定義されるビットの数と等しくなければなりません。そしてその時、

ＲＵＮＢＩＳＴ の値が ＜ｒｅｇｉｓｔｅｒ ａｃｃｅｓｓ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ の ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞ に定義されます。 
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（３） ＜ｗａｉｔ ｓｐｅｃ＞ の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ の値は “４．９ Ｓｃａｎ Ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ” の ＜ＴＣＫ ｓｔｍｔ＞ の

中の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ で定義されるか、或いは、“４．１４ Ｂｏｕｎｄａｒｙ Ｓｃａｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ” の ＜ｆｕｎ

ｃｔｉｏｎ＞ がＣＬＯＣＫ で定義される ＜ｃｅｌｌ ｓｐｅｃ＞ の＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞で定義されなければなりません。 

（４） ＜ｒｕｎｂｉｓｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ が ＢＳＤＬ の中で定義される時、＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｐｃｏｄｅ ｓｔｍｔ＞ の ＜ｏｐｃｏ

ｄｅ ｔａｂｌｅ＞ のいくつかの ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞ に ＲＵＮＢＩＳＴ の値が定義されなければなりません。 

（５） ＜ｔｉｍｅ＞ と ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ＞ の値は、０より大きくなければなりません。 

 

 

４．１６ ＩＮＴＥＳＴ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文 
 

ＩＮＴＥＳＴ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文は デバイスの ＩＮＴＥＳＴ を実行する際、設定するテストパターンの条件と、ＩＮＴＥＳＴ を

実行している間の、デバイスの外部状態を定義します。 

 

ＩＮＴＥＳＴのためのテストパターンは、ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ｂ では定義されません。そのパターンは別の方法で提供

されます。 

 

＜ｉｎｔｅｓｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＴＥＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ｏｆ 

＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＂ ＜ｉｎｔｅｓｔ ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ ｓｅｑｕｅｎｃｅ＞ ＂； 
＜ｉｎｔｅｓｔ ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ ｓｅｑｕｅｎｃｅ＞ ：：＝ ＜ｗａｉｔ ｓｐｅｃ＞ ， ＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ 
＜ｗａｉｔ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＷＡＩＴ＿ＤＵＲＡＴＩＯＮ（ ＜ｄｕｒａｔｉｏｎ ｓｐｅｃ＞ ） 
＜ｄｕｒａｔｉｏｎ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ ｌｉｓｔ＞ ｜ ＜ｔｉｍｅ＞  

［ ， ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ ｌｉｓｔ＞ ］ 
＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ ｌｉｓｔ＞ ：：＝ ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ＞ ｛ ， ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ＞ ｝ 
＜ｔｉｍｅ＞ ：：＝ ＜ｒｅａｌ ｎｕｍｂｅｒ＞ 
＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ＞ ：：＝ ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ ＜ｉｎｔｅｇｅｒ＞ 
＜ｐｉｎ ｓｐｅｃ＞ ：：＝ ＯＢＳＥＲＶＩＮＧ ＜ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ＞ ＡＴ＿ＰＩＮＳ 

 
☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＴＥＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ｏｆ ｘｘＣＰＵ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ 

＂Ｗａｉｔ＿Ｄｕｒａｔｉｏｎ （１．０ｅ－３），＂＆ 

＂Ｏｂｓｅｒｖｉｎｇ ＨＩＧＨＺ Ａｔ＿Ｐｉｎｓ＂； 

 

 

☆注意点 

 

（１） １９９０年バージョンに対応したＢＳＤＬでは、ＩＮＴＥＳＴ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ 文をサポートしていません。 

（２） ＜ｗａｉｔ ｓｐｅｃ＞ の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ の値は “４．９ Ｓｃａｎ Ｐｏｒｔ ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ” の ＜ＴＣＫ ｓｔｍｔ＞ の

中の ＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞ で定義されるか、或いは、“４．１４ Ｂｏｕｎｄａｒｙ Ｓｃａｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ” の ＜ｆｕｎ

ｃｔｉｏｎ＞ がＣＬＯＣＫ で定義される ＜ｃｅｌｌ ｓｐｅｃ＞ の＜ｐｏｒｔ ＩＤ＞で定義されなければなりません。 
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（３） ＜ｉｎｔｅｓｔ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ＞ がＢＳＤＬの中で定義される時、 ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｐｃｏｄｅ ｓｔｍｔ＞ の ＜ｏｐｃｏｄｅ 

ｔａｂｌｅ＞ のいくつかの ＜ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｎａｍｅ＞ に ＩＮＴＥＳＴ の値が定義されなければなりません。 

（４） ＜ｔｉｍｅ＞ と ＜ｃｌｏｃｋ ｃｙｃｌｅｓ＞ の値は、０より大きくなければなりません。 

 

 

４．１７ Ｕｓｅｒ ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ ｔｏ ＢＳＤＬ 
 

オプションのＢＳＤＬ ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ は一般的なＢＳＤＬ定義文に互換性を保ちながら必要となるＢＳＤＬの拡張を行うこ

とができます。ＶＨＤＬの標準Ｐａｃｋａｇｅ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４ はＶＨＤＬ のサブタイプであるＢＳＤＬ＿ＥＸＴＥＮ

ＳＩＯＮ を定義することができます。これはユーザーが “ＢＳＤＬ ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ” として他の属性を定義することを許し

ています。しかし、これらはＢＳＤＬパーサー（解析プログラム）によって無視されます。ＢＳＤＬ ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ は“４．１ 

ＢＳＤＬの構造について” で示されるように ＤＥＳＩＧＮ＿ＷＡＲＮＩＮＧ 文の前に記述される必要があります。 

 

＜ＢＳＤＬ ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎｓ＞ ：：＝ ＜ＢＳＤＬ ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ＞ ｛ ＜ＢＳＤＬ ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ＞ ｝ 
＜ＢＳＤＬ ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ＞ ：：＝ ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ＞ ｜ ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ＞ 
＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ ｎａｍｅ＞ ： ＢＳＤＬ＿ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ； 
＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ ｎａｍｅ＞ ｏｆ ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： 

ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ ｐａｒａｍｅｔｅｒ ｓｔｒｉｎｇ＞； 
＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｎａｍｅ＞ ：：＝ ＜ｅｎｔｉｔｙ ｄｅｆｉｎｅｄ ｎａｍｅ＞ 

｜ ＜ＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇｅ ｄｅｆｉｎｅｄ ｎａｍｅ＞ 
＜ｅｎｔｉｔｙ ｄｅｆｉｎｅｄ ｎａｍｅ＞ ：：＝ ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ 
＜ＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇｅ ｄｅｆｉｎｅｄ ｎａｍｅ＞ ：：＝ ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ 
＜ｅｘｔｅｎｔｉｏｎ ｐａｒａｍｅｔｅｒ ｓｔｒｉｎｇ＞ ：：＝ ＜ｓｔｒｉｎｇ＞ 

 
＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ＞ は、対応する ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ＞ の後に記述されなければなりません。＜

ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ＞ は同じＢＳＤＬに記述されるか、ユーザーが定義したＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ に記述します。 

 
 
☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ＿Ｓａｍｐｌｅ  ： ＢＳＤＬ＿ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ； 

 ａｔｔｒｉｂｕｔｅ Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ＿Ｓａｍｐｌｅ ｏｆ ｅｘａｍｐｌｅ ： ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ “Ｍｙ＿ｄｅｆｉｎｅ”； 

 

☆注意点 

 

（１） ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ＞ の ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｎａｍｅ＞ で定義される ＜ＶＨＤＬ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞ は、それよ

り前の行で定義されている ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ＞ の ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｎａｍｅ＞ 又は ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ 

ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ＞ より前で定義されているＶＨＤＬパッケージで定義されなければなりません｡ 

（２） ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ＞ の ＜ｅｘｔｅｎｓｉｏｉｎ ｎａｍｅ＞ はユニークな名前でなければなりません。 
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４．１８ Ｄｅｓｉｇｎ Ｗａｒｎｉｎｇ 文 
 

Ｄｅｓｉｇｎ Ｗａｒｎｉｎｇ 文は バウンダリスキャンの特性によってシステムの回路に問題を発生させる可能性がある場合、

ユーザーに知らせることを目的としています。例えば、デバイスがその状態を保持するためのクロックが必要なダイナミ

ックな回路を持っている場合、デバイスがシステムモードから抜けてＩＮＴＥＳＴのためのテストモードになった場合でもそ

のクロックは保持されなければなりません。Ｄｅｓｉｇｎ Ｗａｒｎｉｎｇ は問題となる可能性を警告としてユーザーに知らせる

ことができます。 
 
 

＜ｄｅｓｉｇｎ ｗａｒｎｉｎｇ＞ ：：＝ ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＤＥＳＩＧＮ＿ＷＡＲＮＩＮＧ ｏｆ ＜ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｎａｍｅ＞ ： 
       ｅｎｔｉｔｙ ｉｓ ＜ｓｔｒｉｎｇ＞； 

 
 
☆例： 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＤＥＳＩＧＮ＿ＷＡＲＮＩＮＧ ｏｆ ＥＰＭ７０３２ＳＬ４４ ： ｘｘｘｘＬＳＩ ｉｓ 

  ＂Ｓｏｍｅ ｐｉｎｓ ｈａｖｅ ｂｏｔｈ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ ａｎｄ ｕｎｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ ｉｎｐｕｔ ｐａｔｈｓ．＂＆ 

  ＂Ｔｅｓｔ ｐｉｎ ｉｇｎｏｒｅ ｆｏｒ ｉｎｔｅｓｔ．＂； 
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５．Ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ 

 

１９９０年版 Ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ を以下に示します。 
 

－－ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０ 

 

ｐａｃｋａｇｅ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０ ｉｓ 

 

－－ Ｇｉｖｅ ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ｓｕｂｔｙｐｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ＿ＳＴＲＩＮＧ ｉｓ ｓｔｒｉｎｇ； 

 

－－ Ｇｉｖｅ ＴＡＰ ｃｏｎｔｒｏｌ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ｔｙｐｅ ＣＬＯＣＫ＿ＬＥＶＥＬ ｉｓ （ＬＯＷ， ＢＯＴＨ）； 

ｔｙｐｅ ＣＬＯＣＫ＿ＩＮＦＯ ｉｓ ｒｅｃｏｒｄ 

ＦＲＥＱ ： ｒｅａｌ； 

ＬＥＶＥＬ： ＣＬＯＣＫ＿ＬＥＶＥＬ； 

ｅｎｄ ｒｅｃｏｒｄ； 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＩＮ  ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＯＵＴ ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＣＬＯＣＫ ： ＣＬＯＣＫ＿ＩＮＦＯ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＭＯＤＥ ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＲＥＳＥＴ ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

 

－－ Ｇｉｖｅ ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＬＥＮＧＴＨ ： ｉｎｔｅｇｅｒ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＯＰＣＯＤＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＣＡＰＴＵＲＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＤＩＳＡＢＬＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＧＵＡＲＤ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＰＲＩＶＡＴＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＵＳＡＧＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＳＥＱＵＥＮＣＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

 

－－ Ｇｉｖｅ ＩＤ ａｎｄ ＵＳＥＲ ｃｏｄｅ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ｔｙｐｅ ＩＤ＿ＢＩＴＳ ｉｓ （'０'， '１'， 'ｘ'， 'Ｘ'）； 

ｔｙｐｅ ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ ｉｓ ａｒｒａｙ （３１ ｄｏｕｎｔｏ ０） ｏｆ ＩＤ＿ＢＩＴＳ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＤＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ： ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＵＳＥＲＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ： ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ； 
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－－ Ｇｉｖｅ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＲＥＧＩＳＴＥＲ＿ＡＣＣＥＳＳ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

 

－－ Ｇｉｖｅ ｂｏｕｎｄａｒｙ ｃｅｌｌ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ｔｙｐｅ ＢＳＣＡＮ＿ＩＮＳＴ ｉｓ （ＥＸＴＥＳＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＩＮＴＥＳＴ， ＲＵＮＢＩＳＴ）； 

ｔｙｐｅ ＣＥＬＬ＿ＴＹＰＥ ｉｓ （ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＣＬＯＣＫ，ＣＯＮＴＲＯＬ， ＣＯＮＴＲＯＬＲ， 

ＯＵＴＰＵＴ２，ＯＵＴＰＵＴ３， ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ）； 

ｔｙｐｅ ＣＡＰ＿ＤＡＴＡ ｉｓ （Ｐ１， Ｐ０， ＵＰＤ， ＣＡＰ， Ｘ， ＺＥＲＯ， ＯＮＥ）； 

 

ｔｙｐｅ ＣＥＬＬ＿ＤＡＴＡ ｉｓ ｒｅｃｏｒｄ 

ＣＴ ： ＣＥＬＬ＿ＴＹＰＥ； 

Ｉ ： ＢＳＣＡＮ＿ＩＮＳＴ； 

ＣＤ ： ＣＡＰ＿ＤＡＴＡ； 

ｅｎｄ ｒｅｃｏｒｄ； 

 

ｔｙｐｅ ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ｉｓ ａｒｒａｙ （ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｒａｎｇｅ ＜＞） ｏｆ ＣＥＬＬ＿ＤＡＴＡ； 

 

－－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｃｅｌｌ ｄｅｆｅｒｒｅｄ ｃｏｎｓｔａｎｔｓ （ｓｅｅ ｐａｃｋａｇｅ ｂｏｄｙ） 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿1 ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿２ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿３ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿４ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿５ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿６ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

 

－－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＣＥＬＬＳ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＬＥＮＧＴＨ ： ｉｎｔｅｇｅｒ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

 

－－ Ｍｉｓｃｅｌｌａｎｅｏｕｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＤＥＳＩＧＮ＿ＷＡＲＮＩＮＧ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

 

ｅｎｄ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０； －－ Ｅｎｄ ｏｆ ＩＥＥＥ Ｓｔｄ １１４９．１－１９９０ Ｐａｃｋａｇｅ 

 

 

ｐａｃｋａｇｅ ｂｏｄｙ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０ ｉｓ －－ Ｓｔａｎｄａｒｄ ｂｏｕｎｄａｒｙ ｃｅｌｌｓ 

 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－１２， ｆ１０－１６， ｆｌＯ－１８ｃ， ｆ１０－１８ｄ， ｆ１０－２１ｃ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿ｌ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， Ｐ１）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

 
31 Ｄｅｂｕｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ   ＢＳＤＬ解説 



 第４章 文法定義 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， Ｐ１）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， Ｐ１）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， Ｐ１）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＲＵＮＢＩＳＴ， Ｐ１） ）； 

 

－－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－８， ｆ１０－１７， ｆ１０－１９ｃ， ｆ１０－１９ｄ， ｆ１０－２２ｃ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿２ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ： 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， －－ Ｉｎｔｅｓｔ ｏｎ ｏｕｔｐｕｔ２ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（ＩＮＰＵＴ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＺＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＲＵＮＢＩＳＴ， Ｐ１） ）； 

 

－－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－９ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿３ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）  ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

－－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－１０， ｆ１０－１１ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿４ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， －－ Ｉｎｔｅｓｔ ｏｎ ｉｎｐｕｔ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， －－ Ｒｕｎｂｉｓｔ ｏｎ ｉｎｐｕｔ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（ＣＬＯＣＫ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＬＯＣＫ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＬＯＣＫ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＬＯＣＫ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ） ）； 
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－－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－２０ｃ， ａ ｃｏｍｂｉｎｅｄ ｉｎｐｕｔ／ｃｏｎｔｒｏｌ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿５ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

－－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－２２ｄ， ａ ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ ｃｅｌｌ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿６ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＲＵＮＢＩＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

ｅｎｄ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０； －－ Ｅｎｄ ｏｆ １９９０ Ｐａｃｋａｇｅ Ｂｏｄｙ 
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１９９４年版 Ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ を以下に示します。 
 

ｐａｃｋａｇｅ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４ ｉｓ 

 

－－ Ｇｉｖｅ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ＿ＣＯＮＦＯＲＭＡＮＣＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

 

－－ Ｇｉｖｅ ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ｓｕｂｔｙｐｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ＿ＳＴＲＩＮＧ ｉｓ ｓｔｒｉｎｇ； 

 

－－ Ｇｉｖｅ ＴＡＰ ｃｏｎｔｒｏｌ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ｔｙｐｅ ＣＬＯＣＫ＿ＬＥＶＥＬ ｉｓ （ＬＯＷ， ＢＯＴＨ）； 

 

ｔｙｐｅ ＣＬＯＣＫ＿ＩＮＦＯ ｉｓ ｒｅｃｏｒｄ 

ＦＲＥＱ ： ｒｅａｌ； 

ＬＥＶＥＬ ： ＣＬＯＣＫ＿ＬＥＶＥＬ； 

ｅｎｄ ｒｅｃｏｒｄ； 

 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＩＮ  ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＯＵＴ ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＣＬＯＣＫ ： ＣＬＯＣＫ＿ＩＮＦＯ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＭＯＤＥ ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＲＥＳＥＴ ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

 

－－ Ｇｉｖｅ ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＬＥＮＧＴＨ ： ｉｎｔｅｇｅｒ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＯＰＣＯＤＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＣＡＰＴＵＲＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＰＲＩＶＡＴＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

 

－－ Ｇｉｖｅ ＩＤ ａｎｄ ＵＳＥＲ ｃｏｄｅ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ｔｙｐｅ ＩＤ＿ＢＩＴＳ ｉｓ （'０'， '１'， 'ｘ'， 'Ｘ'）； 

ｔｙｐｅ ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ ｉｓ ａｒｒａｙ （３１ ｄｏｗｎｔｏ ０） ｏｆ ＩＤ＿ＢＩＴＳ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＤＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ： ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＵＳＥＲＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ： ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ； 

 

－－ Ｇｉｖｅ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＲＥＧＩＳＴＥＲ＿ＡＣＣＥＳＳ ： Ｓｔｒｉｎｇ； 
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－－ Ｇｉｖｅ ｂｏｕｎｄａｒｙ ｃｅｌｌ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ｔｙｐｅ ＢＳＣＡＮ＿ＩＮＳＴ ｉｓ （ＥＸＴＥＳＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＩＮＴＥＳＴ）； 

ｔｙｐｅ ＣＥＬＬ＿ＴＹＰＥ ｉｓ （ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＣＬＯＣＫ， ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ，ＣＯＮＴＲＯＬ， 

ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＯＵＴＰＵＴ２，ＯＵＴＰＵＴ３， ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ）； 

ｔｙｐｅ ＣＡＰ＿ＤＡＴＡ ｉｓ （ＰＩ， ＰＯ， ＵＰＤ， ＣＡＰ， Ｘ， ＺＥＲＯ， ＯＮＥ）； 

 

ｔｙｐｅ ＣＥＬＬ＿ＤＡＴＡ ｉｓ ｒｅｃｏｒｄ 

ＣＴ ： ＣＥＬＬ＿ＴＹＰＥ； 

Ｉ ： ＢＳＣＡＮ＿ＩＮＳＴ； 

ＣＤ ： ＣＡＰ＿ＤＡＴＡ； 

ｅｎｄ ｒｅｃｏｒｄ； 

 

ｔｙｐｅ ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ｉｓ ａｒｒａｙ （ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｒａｎｇｅ ＜＞） ｏｆ ＣＥＬＬ＿ＤＡＴＡ； 

 

－－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｃｅｌｌ ｄｅｆｅｒｒｅｄ ｃｏｎｓｔａｎｔｓ （ｓｅｅ ｐａｃｋａｇｅ ｂｏｄｙ） 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿０ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿１ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿２ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿３ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿４ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿５ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿６ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿７ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

 

－－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＬＥＮＧＴＨ ： ｉｎｔｅｇｅｒ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

 

－－ Ｍｉｓｃｅｌｌａｎｅｏｕｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＯＲＴ＿ＧＲＯＵＰＩＮＧ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＲＵＮＢＩＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＴＥＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

 

ｓｕｂｔｙｐｅ ＢＳＤＬ＿ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ ｉｓ ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＣＯＭＰＬＩＡＮＣＥ＿ＰＡＴＴＥＲＮＳ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＤＥＳＩＧＮ＿ＷＡＲＮＩＮＧ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

 

ｅｎｄ ＳＴＤ＿１１４９＿ｌ＿１９９４； －－ Ｅｎｄ ｏｆ １１４９．１－１９９４ Ｐａｃｋａｇｅ 

 

 

ｐａｃｋａｇｅ ｂｏｄｙ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４ ｉｓ －－ Ｓｔａｎｄａｒｄ ｂｏｕｎｄａｒｙ ｃｅｌｌｓ 
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－－ Ｇｅｎｅｒｉｃ ｃｅｌｌ ｃａｐｔｕｒｉｎｇ ｍｉｎｉｍｕｍ ａｌｌｏｗｅｄ ｄａｔａ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿０ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， Ｘ）  ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， Ｘ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， Ｘ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＩＮＴＥＳＴ， Ｘ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－１８， ｆ１０－２９， ｆ１０－３１ｃ， ｆ１０－３１ｄ， ｆ１０－３３ｃ， ｆ１０－４１ｄ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿１ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）  ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－１４， ｆ１０－３０， ｆ１０－３２ｃ， ｆ１０－３２ｄ， ｆ１０－３５ｃ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿２ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， －－ Ｉｎｔｅｓｔ ｏｎ ｏｕｔｐｕｔ２ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－１５ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿３ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 
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（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）  ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－１６， ｆ１０－１７ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿４ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， －－ Ｉｎｔｅｓｔ ｏｎ ｉｎｐｕｔ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

－－ Ｉｎｔｅｓｔ ｏｎ ｏｂｓｅｒｖｅ＿ｏｎｌｙ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（ＣＬＯＣＫ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＬＯＣＫ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＬＯＣＫ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－４１ｃ， ａ ｃｏｍｂｉｎｅｄ ｉｎｐｕｔ／ｃｏｎｔｒｏｌ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿５ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ）； 

 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－３５ｄ， ａ ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ ｃｅｌｌ 

－－ ！！ Ｎｏｔ ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ； ｒｅｐｌａｃｅｄ ｂｙ ＢＣ＿７ ｂｅｌｏｗ ！！ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿６ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１０－３４ｄ， ｓｅｌｆ ｍｏｎｉｔｏｒ ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ 

－－ ！！ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ ｏｖｅｒ ｃｅｌｌ ＢＣ＿６ ！！ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿７ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（ （ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＯ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

 

ｅｎｄ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４； －－ Ｅｎｄ ｏｆ ＩＥＥＥ Ｓｔｄ １１４９．１－１９９４ Ｐａｃｋａｇｅ Ｂｏｄｙ 
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２００１年版 Ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ を以下に示します。 
 

ｐａｃｋａｇｅ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿２００１ ｉｓ 

－－ Ｇｉｖｅ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃｏｎｆｏｒｍａｎｃｅ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＣＯＭＰＯＮＥＮＴ＿ＣＯＮＦＯＲＭＡＮＣＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

－－ Ｇｉｖｅ ｐｉｎ ｍａｐｐｉｎｇ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ｓｕｂｔｙｐｅ ＰＩＮ＿ＭＡＰ＿ＳＴＲＩＮＧ ｉｓ ｓｔｒｉｎｇ； 

－－ Ｇｉｖｅ ＴＡＰ ｃｏｎｔｒｏｌ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ｔｙｐｅ ＣＬＯＣＫ＿ＬＥＶＥＬ ｉｓ （ＬＯＷ， ＢＯＴＨ）； 

ｔｙｐｅ ＣＬＯＣＫ＿ＩＮＦＯ ｉｓ ｒｅｃｏｒｄ 

ＦＲＥＱ ： ｒｅａｌ； 

ＬＥＶＥＬ： ＣＬＯＣＫ＿ＬＥＶＥＬ； 

ｅｎｄ ｒｅｃｏｒｄ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＩＮ ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＯＵＴ ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＣＬＯＣＫ： ＣＬＯＣＫ＿ＩＮＦＯ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＭＯＤＥ ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＴＡＰ＿ＳＣＡＮ＿ＲＥＳＥＴ： ｂｏｏｌｅａｎ； 

－－ Ｇｉｖｅ ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＬＥＮＧＴＨ ： ｉｎｔｅｇｅｒ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＯＰＣＯＤＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＣＡＰＴＵＲＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＰＲＩＶＡＴＥ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

－－ Ｇｉｖｅ ＩＤ ａｎｄ ＵＳＥＲ ｃｏｄｅ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ｔｙｐｅ ＩＤ＿ＢＩＴＳ ｉｓ （＇０＇， ＇１＇， ＇ｘ＇， ＇Ｘ＇）； 

ｔｙｐｅ ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ ｉｓ ａｒｒａｙ （３１ ｄｏｗｎｔｏ ０） ｏｆ ＩＤ＿ＢＩＴＳ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＤＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ： ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＵＳＥＲＣＯＤＥ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ： ＩＤ＿ＳＴＲＩＮＧ； 

－－ Ｇｉｖｅ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＲＥＧＩＳＴＥＲ＿ＡＣＣＥＳＳ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

－－ Ｇｉｖｅ ｂｏｕｎｄａｒｙ ｃｅｌｌ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ｔｙｐｅ ＢＳＣＡＮ＿ＩＮＳＴ ｉｓ （ＥＸＴＥＳＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＩＮＴＥＳＴ）； 

ｔｙｐｅ ＣＥＬＬ＿ＴＹＰＥ ｉｓ （ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＣＬＯＣＫ， ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ， 

ＣＯＮＴＲＯＬ， ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＯＵＴＰＵＴ２， 

ＯＵＴＰＵＴ３， ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ）； 

ｔｙｐｅ ＣＡＰ＿ＤＡＴＡ ｉｓ （ＰＩ， ＰＯ， ＵＰＤ， ＣＡＰ， Ｘ， ＺＥＲＯ， ＯＮＥ）； 

ｔｙｐｅ ＣＥＬＬ＿ＤＡＴＡ ｉｓ ｒｅｃｏｒｄ 

ＣＴ ： ＣＥＬＬ＿ＴＹＰＥ； 

Ｉ ： ＢＳＣＡＮ＿ＩＮＳＴ； 

ＣＤ ： ＣＡＰ＿ＤＡＴＡ； 

 
38 Ｄｅｂｕｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ  ＢＳＤＬ解説 



 第４章 文法定義

ｅｎｄ ｒｅｃｏｒｄ； 

ｔｙｐｅ ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ｉｓ ａｒｒａｙ （ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｒａｎｇｅ ＜＞） ｏｆ ＣＥＬＬ＿ＤＡＴＡ； 

－－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｃｅｌｌ ｄｅｆｅｒｒｅｄ ｃｏｎｓｔａｎｔｓ （ｓｅｅ ｐａｃｋａｇｅ ｂｏｄｙ） 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿０ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿１ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿２ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿３ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿４ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿５ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿６ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿７ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿８ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿９ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿１０ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ； 

－－ Ｂｏｕｎｄａｒｙ ｒｅｇｉｓｔｅｒ ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＬＥＮＧＴＨ ： ｉｎｔｅｇｅｒ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＲＥＧＩＳＴＥＲ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

－－ Ｍｉｓｃｅｌｌａｎｅｏｕｓ 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＰＯＲＴ＿ＧＲＯＵＰＩＮＧ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＲＵＮＢＩＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＩＮＴＥＳＴ＿ＥＸＥＣＵＴＩＯＮ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ｓｕｂｔｙｐｅ ＢＳＤＬ＿ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ ｉｓ ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＣＯＭＰＬＩＡＮＣＥ＿ＰＡＴＴＥＲＮＳ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ａｔｔｒｉｂｕｔｅ ＤＥＳＩＧＮ＿ＷＡＲＮＩＮＧ ： ｓｔｒｉｎｇ； 

ｅｎｄ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿２００１； －－ Ｅｎｄ ｏｆ １１４９．１－２００１ Ｐａｃｋａｇｅ 

ｐａｃｋａｇｅ ｂｏｄｙ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿２００１ ｉｓ －－ Ｓｔａｎｄａｒｄ ｂｏｕｎｄａｒｙ ｃｅｌｌｓ 

－－ Ｇｅｎｅｒｉｃ ｃｅｌｌ ｃａｐｔｕｒｉｎｇ ｍｉｎｉｍｕｍ ａｌｌｏｗｅｄ ｄａｔａ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿０ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（（ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， Ｘ）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， Ｘ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， Ｘ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ，ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， Ｘ ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ，ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ，ＩＮＴＥＳＴ， Ｘ ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１１－１８， ｆ１１－３０， ｆ１１－３４ｃ， ｆ１１－３４ｄ， ｆ１１－３６ｃ， ｆ１１－４６ｄ 
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ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿１ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（（ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１１－１４， ｆ１１－３１， ｆ１１－３５ｃ， ｆ１１－３５ｄ， ｆ１１－３７ｃ， 

－－ ｆ１１－３８ｃ， ｆ１１－３９（ｏｕｔｐｕｔ） ａｎｄ ｆ１１－４１ｃ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿２ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（（ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， －－ Ｉｎｔｅｓｔ ｏｎ ｏｕｔｐｕｔ２ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ３， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬＲ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１１－１５ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿３ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（（ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１１－１６， ｆ１１－１７， ｆ１１－３９（ｉｎｐｕｔ） 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿４ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（（ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， －－ Ｉｎｔｅｓｔ ｏｎ ｉｎｐｕｔ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， －－ Ｉｎｔｅｓｔ ｏｎ ｏｂｓｅｒｖｅ＿ｏｎｌｙ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（ＣＬＯＣＫ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＣＬＯＣＫ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＣＬＯＣＫ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＩＮＴＥＲＮＡＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１１－４６ｃ， ａ ｃｏｍｂｉｎｅｄ ｉｎｐｕｔ／ｃｏｎｔｒｏｌ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿５ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（（ＩＮＰＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＩＮＰＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， （ＣＯＮＴＲＯＬ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１１－３８ｄ， ａ ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ ｃｅｌｌ 
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－－ ！！ Ｎｏｔ ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ； ｒｅｐｌａｃｅｄ ｂｙ ＢＣ＿７ ｂｅｌｏｗ ！！ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿６ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１１－３７ｄ， ｓｅｌｆ ｍｏｎｉｔｏｒ ｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ 

－－ ！！ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ ｏｖｅｒ ｃｅｌｌ ＢＣ＿６ ！！ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿７ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

（（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＯ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＩＮＴＥＳＴ， ＵＰＤ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ １１－４０， ｆ１１－４１ｄ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿８ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

－－ Ｉｎｔｅｓｔ ｏｎ ｂｉｄｉｒ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ 

（（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＯ）， 

（ＢＩＤＩＲ＿ＩＮ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＢＩＤＩＲ＿ＯＵＴ， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＯ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１１－３２ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿９ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

－－ Ｓｅｌｆ－ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｏｕｔｐｕｔ ｔｈａｔ ｓｕｐｐｏｒｔｓ Ｉｎｔｅｓｔ 

（（ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＯ）， （ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＯ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＩ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ２， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ）， （ＯＵＴＰＵＴ３， ＩＮＴＥＳＴ， ＰＩ） ）； 

－－ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆ１１－３３ 

ｃｏｎｓｔａｎｔ ＢＣ＿１０ ： ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ ：＝ 

－－ Ｓｅｌｆ－ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ ｏｕｔｐｕｔ ｔｈａｔ ｄｏｅｓ ｎｏｔ ｓｕｐｐｏｒｔ Ｉｎｔｅｓｔ 

（（ＯＵＴＰＵＴ２， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＯ）， （ＯＵＴＰＵＴ３， ＥＸＴＥＳＴ， ＰＯ）， 

（ＯＵＴＰＵＴ２， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＯ）， （ＯＵＴＰＵＴ３， ＳＡＭＰＬＥ， ＰＯ） ）； 

ｅｎｄ ＳＴＤ＿１１４９＿１＿２００１； －－ Ｅｎｄ ｏｆ ＩＥＥＥ Ｓｔｄ １１４９．１－２００１ Ｐａｃｋａｇｅ Ｂｏｄｙ 
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６．１９９０年版ＢＳＤＬと１９９４年版ＢＳＤＬとの差 

 

１９９４年版ＢＳＤＬでは以下の属性が廃止されました。 

 

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＧＵＡＲＤ 

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＤＩＳＡＢＬＥ 

ＢＯＵＮＤＡＲＹ＿ＣＥＬＬＳ 

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＳＥＱＵＥＮＣＥ 

ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ＿ＵＳＡＧＥ 

 

１９９０年版 Ｓｔａｎｄａｒｄ ＶＨＤＬ Ｐａｃｋａｇｅ の ＲＵＮＢＩＳＴ の値は削除されました。 

 

１９９０年版ＢＳＤＬの ＲＥＧＩＳＴＥＲ＿ＡＣＣＥＳＳ属性 の ＩＤＣＯＤＥ は１９９４年版ＢＳＤＬではＤＥＶＩＣＥ＿ＩＤに変更

されました。 

 

１９９０年版ＢＳＤＬでは，ＯＢＳＥＲＶＥ＿ＯＮＬＹの＜ｆｕｎｃｔｉｏｎ＞と＜ｃｅｌｌ ｃｏｎｔｅｘｔ＞の値は存在しません。 

 

 



 

 

 

デバッグソリューションズがここで提供する情報は、正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は一切

負いません。ここに記載される情報は、２００３年３月におけるものです。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終

的な確認はヘルプデスクにお問い合わせ下さい。 

 
デバッグソリューションズ 

Ｄｅｂｕｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 
Web http://www.debsol.com

E-Mail mail@debsol.com 
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